IEC 60691

Edition 3.2 2010-02

VERSION
VERSION

I 4

CONSOLIDEE

ide.d'application

X
O

Protecteurs thermiques — Prescripti

(4-U9)ASD 20-0102:2ANV+60-9002: LANY+Z1-2002:16909 O3l


https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from

eitherlEC orlEC's memberNational-Commitiee-in-the r\r\llnfr\l of-the. r‘nrﬂlneh:r‘ If WO have-apv—auestions-aboutlEC
I

copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publlcatlon please contact the address below or
your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie
et les microfilms, sans I'accord écrit de I''lEC ou du Comité national de I'lEC du pays du demandeur. Si vous avez des
questions sur le copyright de I'lEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez

IEC Central Office Tel.:
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20

Switzerland www.iec.ch

les coordonnées ci-aprés ou contactez le Comité national de I'lEC de votre pays de résidence.

+41 22919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch

About the IEC

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant revj

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting
bibliographical information on IEC International §
Technical Specifications, Technical Reports and
documents. Available for PC, Mac OS, Android Tabl
iPad.

IEC publications search - www.iec h/searchpub

committee,...).
and withdrawn publications.

IEC Just Published - eb
Stay up to date on al A
details all new publicatidn

also once a month by

an 60 000 electrotechnical terminology entries in
and French extracted from the Terms and Definitions

have been collected from earlier publications of IEC TC 37,
77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or
need further assistance, please contact the Customer Service
Centre: csc@iec.ch.

Le contenu techniq
plus récente, un corrige

Catalogue-lEC - webstore.iec.ch/catalogue
Application_autonome pour consulter tous les renseignements
bibliographiques sur les Normes internationales,
Spécifications techniques, Rapports techniques et autres
doctments de I'lEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes
Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC
en utilisant différents critéres (numéro de référence, texte,
comité d’études,...). Elle donne aussi des informations sur les
projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just
Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

des pyblications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez I'édition la
ou amendement peut avoir été publié.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et
électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en
anglais et en francais, ainsi que les termes équivalents dans
15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire
Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary
Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en
anglais et en francais, extraites des articles Termes et

Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus
certaines entrées antérieures extraites des publications des
CE 37,77, 86 et CISPR de I'EC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette
publication ou si vous avez des questions contactez-nous:
csc@iec.ch.


mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://std.iec.ch/glossary
https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

IEC 60691

Edition 3.2 2010-02

VERSION &

VERSION
CONSOLIDEE

colour
inside

INTE (ﬁoNAL
E OTECHNICAL
MISSION

éo COMMISSION
C) ELECTROTECHNIQUE
\<</ INTERNATIONALE

ICS 29.120.50 ISBN 978-2-8322-2203-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale


https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

Edition 3.2 2010-02

IEC 60691

VERSION REDLINE

(4-Us)ASD 20-0102:2ANV+60-9002: L ANY+ZL-2002:16909 O3l


https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

-2- IEC 60691:2002
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © IEC 2010

CONTENTS
O T O I S 3
LN I 75 16 L@ N 1 ] S 5
T SCOPE ANA OB ECT. e e 6
2 NOIrMaAtiVe T EIENCES .o 6
3 D IiNItIONS e e 7
4 General reqUIrEMENES .. cuuii e e e e e e e ) 9
5 General Notes 0N eSS .o e
6 Classification ... ..o
T MaArKING oo S
8  Documentation ... e
9 Mechanical requirements.........cooiiiiiiiii e NN N S
10 Electrical requirements ... NN R e N\ e e
11 Temperature testS ..o e e NN e D e e e e e aen e
12 Resistance to rusting.......coccoviviiiiiiiiii

13 Manufacturer’s validation programme

Annex E (normatiye) S
Annex F (norma

Figure C.
Figure C2
Figure D.1 -
Figure E. 1.—

Table 1 — Test SChEAUIE ... e e e 12
Table 2 — Strength of terminals — Minimum required tensile and thrust test forces ................ 18
Table 3 — Creepage distances and clearances (absolute minimum values) ........................... 19
Table 4 — Test voltages for dielectric strength..................co 20
Table 5 — Test current for interrupting test .. ... 22

Table 6 — Limited short-circuit test capacity ........cooeiiiiiiii 24



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

IEC 60691:2002 -3-
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © |IEC 2010

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THERMAL-LINKS -

EQUIREMENTS-AND-APPLIGATION-GUIDE

-
”

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical gnd_electronic{ields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Spegcifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereaf{er referrad»to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i ittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prep
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordafis
agreement between the two organizations.

the latter.

5) IEC itself does not provide a

attestation of co Rity. der ificati i i i
xe 4 Q IEC mapks of conformity. IEC is not responsible for any

7) No liability shall afts dyees, servants or agents including individual experts and
members of its & 3 ittees and\1EC Na ghal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of ‘ar z ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising ou icatign, wsg of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is dr e N i efefences cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabjé forthe\corsectiap ation of this publication.

9) Attent|o Re possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
paten held responsible for identifying any or all such patent rights

This Consolig ersion of IEC 60691 bears the edition number 3.2. It consists of the
third edition (2 02-12) [documents 32C/321/FDIS and 32C/329/RVD], its amendment 1
(2006-09) ‘\[documents 32C/395/FDIS and 32C/400/RVD] and its amendment 2 (2010-02)
[documents 32C/425/FDIS and 32C/429/RVD]. The technical content is identical to the
base(edition and its amendments.

In~this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content
is modified by amendments 1 and 2. Additions and deletions are displayed in red, with
deletions being struck through. A separate Final version with all changes accepted is
available in this publication.

This publication has been prepared for user convenience.
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International Standard IEC 60691 has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses,
of IEC technical committee 32: Fuses.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The basis for this standard is the harmonization of the US national standard UL 1020, fifth
edition (withdrawn 2003),—which—deals—with-thermal-cutoffs/thermal-links,—has—served-as—a
basisfor-the-elaboration-of thisnew-edition and IEC 60691, second edition, together with its
amendments 1 and 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments, will
remain unchanged until the stability date indicated on the IE veb sitesunder
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publicatig is~.date, the
publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amended. /\

IMPORTANT - The “colour inside” o on the o e p
that it contains colours which are %d o(be_use f
print

of its contents. Users should therefo is publi t|o using a colour printer.

3



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

IEC 60691:2002 -5-
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © |IEC 2010

INTRODUCTION
Thermal-links, defined as non-resettable devices functioning once only without refunctioning,

are widely applied for the thermal protection of equipment in which, under fault conditions,
one or more parts may reach hazardous temperatures.

As these devices have several aspects in common with miniature fuse-links and are used for
obtaining a comparable degree of protection, this standard has endeavoured to lay down a
number of basic requirements for such devices.

@%
S
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THERMAL-LINKS -
REQUIREMENTS AND APPLICATION GUIDE

1 Scope and object

This International Standard is applicable to thermal-links intended for incorporation  n
electrical appliances, electronic equipment and component parts thereof, normally intended
for use indoors, in order to protect them against excessive temperatures under abrdormal
conditions.

NOTE 1 The equipment need not be designed to generate heat.

wires), provided that molten materials
the safe use of the equipment, especi
irrespective of its position.

d.c. and a rated curre

The object of thi@

This standard is not applicable to thermal-links to be used in circuits on a.c. with a frequency
lower than 45 Hz or higher than 62 Hz.

2/~ Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

£ el £ (] s ! H ! ) L
Ul e rererclicecu UotutriieTit (mierauiTyg dity dimticiiyutmicting ) aPpIics.

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements
Amendment 1 (2005)

IEC 60085:4984 2004, Thermal-evaluation-and-classificationof Electrical insulation — Thermal
classification
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IEC 60112:2003,-4 :
se#e#meula#nguﬁ»a%eﬁe#&uﬁeﬁeemeispeeedmen&4 Method for the determ/nat/on of the proof

and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60216-1:2001, Electrical insulating materials — Properties of thermal endurance — Part 1:

Ageing procedures and evaluation or test results

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2002)

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire ba
Glow-wire flammability test method for end-products

IEC 6069510249952003 Fire hazard testing — Part 10-2: -G A etfods—fo

theeba#p#esser&test Abnormal heat - Ba// pressure test

IEC 60695-10-3:2002, Fire hazard testing — Part 10-3: Qrma — Mould stress relief
distortion test

IEC 60695-11-10:1999, Fire hazard fti
vertical flame test methods
Amendment 1 (2003)

es — 50 W horizontal and

IEC 60695-11-20:1999, Fjra_hazard_te tin%ar 1°,20: Test flames — 500 W flame test
methods

IEC 60730-1:1999, A ¢ 1 utrols for household and similar use — Part 1:
General require
Amendment 1 (20Q3

IEC 61210:1993, g e — Flat quick-connect terminations for electrical copper

3 Definition

For the/purposes of this International Standard, the following definitions apply.

3.1
clearance
shortest distance in air between two conductive parts

3.2

—_______creepage distance
shortest distance along the surface of insulating material between two conductive parts
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3.3

holding temperature, T,

maximum temperature of the thermal-link at which it will not change its state of conductivity
during a specified time under specified conditions

3.4

homogeneous series (of thermal-links)

series of thermal-links having common overall construction, deviating from each other only in
such characteristics that, for a given test, the testing of one or a reduced number of particular
thermal-links of that series shall be taken as representative for all the thermal-links of the
series

3.5

interrupting current, /
value of the current that the thermal-link is capable of interrupting a
specified circuit conditions

ated \o and under

3.6
maximum temperature limit, T,

impaired for a given time

3.7
pilot duty

3.8

portable equip
equipment whm@
another while co c

3.9
rated curren

-link
3.10
rated functio
temperature. of’'t rmal-link which causes it to change its state of conductivity with a

detection.current up to 10 mA as the only load

3.14
rated voltage, U,
voltage used to classify a thermal-link

3.12
thermal element

metallic or non-metallic fusible material that is part of a thermal-link and is responsive to
temperature by a change of state such as from solid to liquid at the temperature for which it is
calibrated
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3.13

thermal-link

non-resettable device incorporating a thermal element, which will open a circuit once only
when exposed for a sufficient length of time to a temperature in excess of that for which it has
been designed

3.14

transient overload current, /

direct current pulse train which the thermal-link is able to withstand without impairing its
characteristics

3.15

type test
conformity testing on the basis of one or more specimens of a produ
production

3.16
extended holding temperature, T,,_400

Annex D)

NOTE This is a rating for user consideration d

3.17
conductive heat ageing test
CHAT

NOTE If it performs satisfactonly,
user consideration during thp.i

Thermal-tinks “ehatk “have) adequate electrical and mechanical strength and shall be
constructed saxa stand all conditions of handling likely to be encountered during
mounting and“no rse, when used within the requirements of this standard.

When_a thermal-link changes its state of conductivity, no arc or flame shall be maintained, nor
material expelled that might impair the surrounding area or otherwise create a risk of electric
sheck or fire.

NOTE For thermal-links using melting strips or wires, care should be taken to prevent molten material from short-
circuiting or bridging creepage distances and clearances in air, so as to reduce the risk of impairing the insulation
system of the equipment.

Af4 Hho £3 41 A _+th tharo ol :
I_\II.GI Il "nmao IUIIUI.IUIIUU ure LIIUIIIIGI

3
=)

rot-be da“.“.agcd when-stbjectedtotemperatures
not exceeding T, in such a way that the safety of the equipment with regard to risk of electric
shock hazard and electrical breakdown is impaired.

5 General notes on tests
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Unless otherwise specified, only tests that are not required to be performed inside an
environmental chamber and/or test oven shall be carried out under the following atmospheric
conditions:

Temperature: 15 °C to 35 °C
Relative humidity: 20 7010 10 %
Air pressure: 8,6 x 104 Pa to 1,06 x 10° Pa

NOTE 1 The required atmospheric conditions during testing can be controlled when carrying out the tests and
during the duration of the tests. The required atmospheric conditions do not have to be maintained in a test
laboratory when tests are not performed.

Where the above-mentioned conditions have a significant influence, they shall be lkept
substantially constant during the tests.

If the temperature limits given in this clause are too wide for certa e\shall be

repeated, in case of doubt, at a temperature of (23 + 1) °C.

relative humidity or pressure are not fulfilled during the
added to the report.

When testing a homog

links with the lowest 3 S W|th intermediate rated functioning tem-

peratures need @e ubjec s rding to 10.6, 11.2, 11.3 and 11.4.
is-48 45. Out of a total of-48 45 specimens, 15 are
kept as spares ¢ tests have to be repeated. Out of a total of-48 45
Oups assigned an alphabetical letter from A to-K J. Each
group consi ens. In general, tests shall be performed in the order indicated

in Table
Clause

NOTE 2 FRenbptional tests, additional samples will be required per the annexes.

If, intany of the tests carried out in accordance with-the—eother any clauses,—ene a fallure is

a#e—a#ewed the cause of the fallure will be |dent|f|ed and corrective actlon taken Based on
the failure analysis report and the corrective action, at a minimum, that test sequence shall be
repeated on twice the number of revised specimens and no further failures are allowed.

-
1

Exception: The conductive heat ageing test may be omitted if the thermal-link-is—ef-eutectic
type-and is constructed without contacts.

NOTE 3 In the USA the conductive heat ageing test is required to be declared.
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Manué . . ¢ tost
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Table 1 — Test schedule

Clause or Test Specimen groups
subclause A|lB|c|D|E|F|G|H|I|J ]|k
A Marking (rub test) X
9 Mechanical requirements
9.2* Tensile force X
9.3* Thrust force X
9.4* Bending/twist force X
12 B I x A N
10 Electrical requirements A L
10.1* Creepage distances and clearances /\\< X \<
10.2:2* Temperature and humidity cycle conditioning X | X | X \ \X X \9
trote-2) W
12* Resistance to rusting (ferrous parts only) X }\\X\ \ )
10.3* Dielectric strength (if applicable) x/] x PN \§ X | x
10.4* Insulation resistance (if applicable) \>K } );\ X [ X | %
10.5*% Resistance to tracking /\ A > ( ( )‘(\
10.6 Interrupting current \ / X | X
10.7* Transient overload current /A X \{ X | %
11 Temperature tests \ (—\ )
11.2 Checkon 7, N NIE X
11.3 Check on T, followe bymel ic E\\}m\/ X | X
insulation resi ta f\
11.4 i X X | X X | X | X | %
1 d yS
1“days
14 days
7 days
7 days
24 h
10.3 D|el\cf(%str gth X[ X | X[ X | X | X[X]|X]|X]|X]|X
10.4 Insulation resistance XXX | X | X[ X ]| X | X]|X]|X|X
7 Marking (visual inspection only) X | X

NOTE 1 For homogeneous series, tests marked with an asterisk may be omitted for intermediate ratings.

NOTE-3 2 If the conditions of voltage, power and current in c), d) and e) of 10.6.2 are not covered by one test, a
minimum of three samples should be tested for each condition.
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6 Classification

6.1 Electrical conditions

WithTegardtoetectricatcomditions,; the fottowingtermsare used:

a) Voltage
1) AC
2) DC
b) Current
1) Resistive
2) Inductive
— Motor
— Pilot duty
— Electric discharge lamp

6.2 Thermal conditions

With regard to thermal conditions, the following ns are used:

a

Q O T

)

)

) T,
) CHAT
)

D

Th-100

6.3 Resistance :o tra
With regard to re
a) Proof tracking ji

b) Proof tracking\inde
c) Proof tra

7 Marking

Each thermal-link shall be marked with the following:

a). ‘type or catalogue reference;
b) manufacturer’s name or trade mark;

c) rated functioning temperature T; with or without the symbol T; followed by the number of
degrees Celsius (marked with °C or C):;

d) date code which identifies the date of manufacture and which does not repeat for at least
10 years, and a factory location or code, stamped on the thermal-link or the smallest
packaging.

NOTE 1 If there is only one factory, the factory location may be omitted.



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

-14 - IEC 60691:2002
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © IEC 2010

The rated functioning temperature T; may be omitted if a different type or catalogue reference
is employed for each different functioning temperature.

Where size permits, additional markings such as rated voltage followed by V, rated current
followed by A, and other optional markings as needed, may be placed on the thermal-link.

Marking shall be indelible and legible.

Indelibility is checked by trying to remove the marking by rubbing lightly for 15 s with a piece
of cloth soaked with water. Legibility is checked by inspection. After the ageing tests of 114,
compliance is checked by inspection.

NOTE 2 Instead of “rubbing lightly” the apparatus shown in Figure G.1 may be used.

accordance with a), b), ¢) and d) above shall be printed on the
reference to this standard.

Compliance is checked by inspection.

8 Documentation

catalogues or instructional

a) classification in accordance with Clau

2) characteristic fsurrents I, |

r "o 1

3) rated voltage
C) smtablllty foI| g ith\ egnating fluids or cleaning solvents;

d) information faI link in the equipment.
i m" ) s be made clar n ne documentaton 1t 3 ermali i 3 o

e) thermal-links s ‘II in size and not intended to be replaced.

NOTE™M In order to avoid possible damage to the thermal-link, the manufacturer should be consulted when
the .end-use application involves sealing in or the use of cleaning solvents.

NOTE 2 For reasons of safety, it should be made clear in the documentation that a thermal-link is a non-
repairable item and that, in case of replacement, an equivalent thermal-link from the same manufacturer and
having the same catalogue reference should be used, mounted in exactly the same way.

NOTE 3 Catalogue or reference numbers should define those parameters such as temperature, current and
voltage, which together classify a thermal-link.

9 Mechanical requirements

Thermal-links shall have adequate mechanical strength and stability so as to withstand the
stresses likely to be encountered during handling, normal use and fault conditions of the
relevant end-use equipment.

Tab terminals shall be constructed in accordance with IEC 61210.
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Current-carrying parts shall be constructed in such a way that contact pressure is not
transmitted through non-metallic material other than ceramic, or any material considered as
having sufficient dimensional stability over the range of temperatures to be expected, unless
there is sufficient resilience in the corresponding metal parts to compensate for any shrinkage
or distortion of the non-metallic material.

Current-carrying parts shall have the necessary mechanical strength, be capable of carrying
the rated current and shall be of a material that is acceptable for the particular application.

For current-carrying parts, temperature limits should be considered according to Table 14.1©f
IEC 60730-1.

Friction shall not be used to secure uninsulated live parts (including ter
surfaces if there is a risk of such parts turning or shifting their poSitio

inals)\to supporting
restlting in the

normal use does not impair operation of the thermal-lig
formed leads for use in appliances or components sha

b) formed test samples shall be subj
and the rated functioni

device's temper
that movement

Exception: Types™i ded to be embedded in windings and the like need not have provision
for mounting.

Bolts,~screws, or other parts used for mounting an assembly having a thermal-link shall be
independent of those used for securing component parts of the assembly.

Compliance is checked by the lead secureness tests of 9.1. Mounting and securement
instructions shall be provided with thermal-links for the manufacturer of the end-product in
accordance with Annex A.

9.1 Lead secureness tests

If force applied to thermal-link wire leads causes breakdown of one or more parts leading
directly or indirectly to stress being applied to the operating mechanism, the tests described in
9.2, 9.3 and 9.4 shall be conducted. There shall be no displacement of parts that would tend
to reclose a thermal-link or reduce creepages or clearances as a result of the tests specified
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in 9.2 and 9.3. There shall be no displacement of parts other than the wire leads as a result of
the test specified in 9.4.

9.2 Tensile test

The thermal-link shall be supported in any convenient manner in order not to damage it
and a tensile force as specified in Table 2 shall be applied to each lead for-48 1 min.

9.3 Thrust test

not.damaged
1 min at

The thermal-link shall be supported using any convenient means such th
and a thrust force as specified in Table 2 shall be applied to eac
a distance of 2 mm from the thermal-link.

9.4 Bending/twist test

The thermal-link shall be rigidly supported such that it is achlead shall be
bent through 90° at a location 10 mm from the body o NOFMa and then twisted
through 180° as shown in Figure 1.

2 _Taau
v

P TWAST

IEC 2769/02
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Thermal-link
rigidly supported

l

mm

.06

Step 1: Bend \QQ

IEC 2769/02
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Table 2 — Strength of terminals — Minimum required tensile and thrust test forces

Nominal cross-sectional area of the terminal, A Tensile force Thrust force
2
mm N N
Up to and including 0.05 1 0.25
Over 0,05 up to and including 1,2 20 x A 5x A
Over 1,2 40 8

NOTE A is the nominal cross-sectional area of the terminal in mm?2.

10 Electrical requirements

determined by the voltage source in the circuit. Curr
together with their terminals, are usually isolated from m
metal enclosures and the like, by insulating material.

10 and |IEC 60695-11-2

Exception: Seals apd petting
subjected to the seal ageipg jest specifi

NOTE 1 The rated voliag
voltages.

NOTE 2 The vg al-link should be based on the source voltage in the circuit. The voltage
rating for the i nt-carrying parts of such devices and the enclosure may be increased by
additional i ; S dirapping the thermal-link in insulating foil.

The creepage distarices and clearances between current-carrying parts (contacts together
with theitsterminals) and the outside of the thermal-link housing including insulated metal
partscthereof, shall be not less than the values in Table 3. The values indicated are absolute
minimum values and inclusive of manufacturing tolerances.

These distances do not apply between the open contacts of a thermal-link.

Compliance is checked by measuring the distances concerned.
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eption-No = A

Rated voltage, U, Creepage distances
\ mm
0- 32 0,53
33 - 50 1,2
51-125 1,5
126 - 25 / 2,5
251 - 400 , 4,0
401 - 690(\ 4,0 6,9
NOTE 1 Wnces are specified according to IEC 60664-1.
NOTE2 T ified\ are far typical applications of thermal-links assuming:

e) overvoltage.catego
f)  pollutionidegree 2;
g) material group llla.

NOTE 3 If conditions are different from those specified in note 2, adjustments in clearances/creepages will
be“necessary as per IEC 60664-1.

10.2 Humidity conditioning

Thermal-links shall not be adversely influenced by humidity present in the ambient conditions

for which they are intended. Compliance is checked by subjecting the specimens to the
temperature and humidity conditioning tests—ef140-24-and-10-2-2 specified below, followed
immediately by the tests for dielectric strength (see 10.3) and insulation resistance (see 10.4).

For temperature and humidity cycle conditioning, the thermal-link samples shall be subjected
to three complete conditioning cycles. Each cycle shall consist of 24 h at T, followed
immediately (within 15 min) by at least 24 h at (35 + 5) °C and (90 + 5) % relative humidity,
followed by 8 h at (0 + 2) °C.
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NOTE The dielectric and insulation resistance tests are performed after removal of the samples from the
conditioning chamber.

adequate both before and after having
c the tests of 10.2.

ected-to

Compliance is checked i following voltage test immediately after the tests of
10.2, if applicab ; .

Test voltages shal és indicated in Table 4
The insulatig ona test voltage with a substantially sine-wave form having
a frequen

he prescribed voltage is applied. It is then raised with a rate of rise

of approximatety:500 V/s to the full value.

Immediately after the humidity test, the enclosure shall be wrapped in metal foil and the test
voltage shall be applied for 1 min across the disconnection and between the live parts and the
metal.foil.

The specimens are deemed to comply with the requirements if no flashover or breakdown
occurs.

NOTE A power transformer with an output of not less than 100 VA is recommended for this test.

Table 4 — Test voltages for dielectric strength

Between Test voltage

Live parts and enclosure 2U,+1000V

Disconnection (between open contacts) 2 U,
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10.4 Insulation resistance
The insulation resistance of thermal-links shall be adequate both before and after having

changed their state of conductivity, and also after having been subjected to the relevant tests
of 10.2.

Compliance is checked by measuring the insulation resistance after the humidity test, before
and after having operated in the temperature test of Clause 11. The insulation resistance shall
be measured with a d.c. voltage of 2 U, between the current path and the enclosure, wrapped
in metal foil if applicable, and between the terminals.

NOTE A d.c. test voltage is used in order to eliminate possible deviations due to capacitive currents.

ion resistance
across the

The specimens are deemed to comply with the requirements if the i
measured between the current path and the enclosures is not less thap'2
disconnection is not less than 0,2 MQ.

10.5 Resistance to tracking

ts and terminals is

If insulating material used for the support of current-carrying
i nt to tracking.

exposed during normal use to deposition of moisture or dust

10.6 Interrupting current

10.6.1 General

A thermal-link shall interrupt the applicable test current specified in Table 5 at 1,1 times the
rated voltage, U,, under the conditions specified in items a) to i) of 10.6.2. There shall be no
damage to the integral leads of a thermal-link. The case of an enclosed element shall remain
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—22_

intact. The 3 A fuses specified in items a) and b) of 10.6.2 shall not function (open). An
exposed element shall not arc to adjacent metal parts and material shall not be expelled
which may harm the surrounding area.

10.6.2 Specific conditions

a) Any noncurrent-carrying metal part that is an inherent part of the thermal assembly and
that may be bonded electrically to a normally-earthed exposed part of the end-product
shall be connected through a 3 A fuse to earth.

Table 5 — Test current for interrupting test
reeiendas Power-factor
b
Motor
fmpere 0,75-0.80""
. e
Pilot-duty
é a e pbe eda aHde —a
b
€
o 0 Upp e-atlea
d
Power facto ay be 1.0 a
Type of r/atiqg K \ Rated/in Test current Power factor
\) &/ AS amperes 1,5 times rated current 0,95-1,0
Resistive
A \EKC W\/ 1,5 times rated current -
Inductive a \ \Q(Wper% 1,5 times rated current 0,6
\ ACNocked rotor . a
\&res (LRA) 6 times full-load current 0,4-0,5
Motor
10 times full-load rated
DC amperes -
current
Pilot duty AC volt-amperes b 0,35
Electric dischargel\a4p AC amperes 4 times rated current 0,4-0,5
@ Qr}he specified value, such as horsepower, if locked rotor ampere rating is omitted.
b\.See point f) of 10.6.2.
b) For a thermal-link having an exposed element, a metal screen shall be located 12,7 mm

away from live parts. The screen shall be connected to the opposite pole of the test circuit

througha 3 AfuseThe distance s measured between the screem and the nearestpoimtof
the element when the element is in the open position.

Exception: Based on the intended use of a thermal-link, the screen may be located at
a distance other than 12,7 mm if acceptable to both the manufacturer and the end user.

c)

The test circuit shall have an open circuit voltage within a range of 100 % to 105 % of the
specified test voltage, unless a higher voltage is acceptable to both the manufacturer and
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the end user. The closed circuit voltage of the test circuit with the device's rated current
flowing shall be within 2,5 % of the specified test voltage.

If a thermal-link has the same current rating at more than one voltage, a test at the highest
voltage is considered to be representative of tests at the lower voltages.

NOTE 2 The
interrupt a certain_ldad.

[T a thermal-Tink has more than one voltage rafing within a specific power factor group, the
tests shall cover the conditions of maximum voltage, power, and current. One test may
cover two of these conditions.

For thermal-links assigned a pilot duty rating, the test load shall consist of an
electromagnet representative of the magnet coil load that the thermal-link is intended.to
control. The test current shall be the normal current which shall be determined from- thie
voltage and volt-ampere rating of the thermal-link. For an alternating current thernral-link,
the power factor shall be 0,35 or less and the inrush current character of the.coil shall
be 10 times the normal current. The test shall be conducted with th =Y

Compliance is checked by the following test. Eaeh \ a oVe

eneraized nd-the oven temperature increased 3 e o x.... e ha
N

¥ For thermal-links rated 249 °C or lower, the sz % in a test oven,

axcha 0 K hove

tolerance of T; ©

-20°
of T;—22 K, or as declared by th : et than 2 K below the lowest
tolerance. The temperature of the qQve gilize. All thermal links, rated
249 °C or lower, and 250 °C or highe - be energized and the oven temperature

increased at the rate of (2 £ 1) K/ all be continued until the thermal-link

functions or the oven temperature r&
NOTE 1 The thermal link

The oven tem
identical but@
A thermal-link \hgz

alternating curype

sl purpoge of'this test is to evaluate the mechanical and electrical integrity of the thermal-link to

10.7 Transient overload current

Thermal-links shall withstand repeated current surges, considered as being normal in most
applications.

Compliance is checked by the following test, performed under normal conditions as specified
in Clause 5 (i.e. room ambient conditions).

DC current pulses, with an amplitude of 15 /. and a duration of 3 ms with 10 s intervals are
applied for 100 successive cycles through the current path.

After the test, there shall be no interruption of the current path nor other damage in the sense
of this standard.
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10.8 Limited short-circuit test
10.8.1 General

When declared by a manufacturer, a thermal-link is tested as described in 10.8.2 and 10.8.3,

and there shall be no ignition of the cotton mentioned in 10 8 2 or other evidence of a risk of
fire or electric shock during or after the test.

If the limited short-circuit test is conducted on the thermal-link itself with acceptable results,
the test need not be repeated during the investigation of the end-product.

10.8.2 Method

Three samples of the thermal-link shall be subjected to a limited short-Circuit tesi.\The test

Short-circuit capacity
Combined rating of tP(ermﬂ‘h\ \> (amperes) °
Voltamperes, | Voltamperés, \K‘(’Lﬁmp ?—l%rgep v KW 0Vto250V | 251V to 690 V
single-phase three-p,Qase t curre
0-1176 \\3{ \QM 0-0,375 200 1000
1177 =1 920 833— 1496 | 62921440 \p%er 0,5to 1 | Over 0,375 1000 1000
to 0,750
1921 — 4 080 148+23 006 | Over 1103 | Over 0,750 2 000 5 000
to 2,250
4081 -9 600 001-6960 | Over3to7,5 | Over 2,250 3500 5 000
to 5,600
9601 or/more |, 9 W48 ot mé\e 6 961 or more | Over 7,5 Over 5,600 5 000 5 000

? For the%&@»ntkq\b@(ﬁast test, the limited short-circuit test capacity shall be 200 A.

10.8.3 Fuse size (rating)
The fuse size for the limited short-circuit tests shall be:

a)-"Twenty amperes for a thermal-link rated 0 V to 125V and 15 A for a thermal-link rated
126 V to 690 V, unless a larger fuse size is necessitated by b) through f).

b) Twenty amperes for a thermal-link intended for use in fluorescent lamp ballast. The
fuse shall have design characteristics such that it will not open in less than 12 s when

bqllyillg 40-A-
c) For a thermal-link having motor ratings, the largest standard size between 300 % and

400 % of the full load current rating for non-hermetic motors and between 175 %
and 225 % of the full load current rating for hermetic-refrigeration motors.

d) For a thermal-link intended for use in motor-group circuits, the largest standard fuse size
based on the sum of the full load ratings of all loads except the largest motor rating, plus
300 % to 400 % of the full load current rating of the largest motor if the motor is a non-
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hermetic type, or plus 175 % to 225 % of the full load current rating of the largest motor if
the motor is a hermetic-refrigeration compressor type.

e) For a thermal-link intended for use in electric space-heating equipment, based on 125 %
of the ampere rating. If 125 % of the ampere rating results in a value for which there is no
standard fuse size, the next largest fuse size shall be used.

f) For a thermal-link having other ratings, based on the rating in amperes of the next largest
standard fuse size.

g) If acceptable in accordance with the end-product requirements, a smaller fuse size than
specified in c) through f).

11 Temperature tests

The characteristic temperatures of thermal-links shall comply with the - cNtolerances

order given in Table 1.

Operation of thermal-links shall be S|gnalled by-suital for ‘example, light emitting
diodes with series resistors limiting the % '

Operation of thermal-links shall be chec

In order to obtain the required accurac

Care shall furthe
the specimens a

If requested by the manufacturer, the specimen(s) is (are) subjected to the specified time
under_conditions as declared by the manufacturer.

14.2° Rated functioning temperature, T;

Thermal-links shall be exposed, in the test oven or oil bath, to T; — 12 K or as declared by the
manufacturer but not higher than 2 K below the lowest tolerance for devices rated less than
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250 °C, until the temperature has stabilized shown when two consecutive readings taken
5 min apart are within 1 K of each other. For devices rated 250 °C or higher, the thermal-links
shall be exposed to T; — 22 K, or as declared by the manufacturer, but not higher than 2 K
below the lowest tolerance. The temperature shall then be stabilized, shown when two
consecutive readings taken 5 min apart are within 1 K of each other. The temperature shall

YN L. H <l £ il YN £ £ i Lot oL 1/ H 4 4 1/ H £ | Ll
eI T MeTTaSTU ST aulty with a  ratc Ul 19T UCTWUTTTT U, J XTI (U T I\,  Orrar  art

specimens have functioned. The individual functioning temperature of thermal-links, rated less
than 250 °C, shall be recorded and they shall be not less than as declared by the
manufacturer, or T — 10 K if no declaration is made. For thermal-links rated at 250 °C or
higher, the recorded temperature shall be not less than that declared by the manufacturer, of
T; — 20 K if no declaration is made. For thermal-links rated lower than 250 °C, or higher than
250 °C, the temperature shall not be greater than T;.

NOTE The equipment recommended for the tests of 11.2 is shown in Clause C.6.

11.3 Maximum temperature limit, T,

0 o

The specimens shall be subjected to T, _

necessary connections, and also to facilitate the af th imens into a suitable heating chamber, it is
recommended, where possible, tha i 8 8 a/6and box maintained at T,,.

NOTE 2 The T; and T, 3 b Ate equipment and samples may cool down during
transfer from the T; to T,, tg

11.4 Ageing

vy the manufacturer, the specimens are subjected to a temperature
chosen betweemJ7; — A5 K and T,, for a period of three weeks. At the conclusion of the test, at
least 50 %, of.the specimens shall not have functioned.

The following tests are mandatory:

Step 2 T;-15 K for three weeks. At the conclusion of the test, at least 50 % of the
specimens shall not have functioned unless the specimens have already been submitted to
step 1, in which case all specimens may have functioned.

Step 3 Tf— 10 KfOor tWo Weeks.
Step 4 T; — 5 K for one week.
Step 5  T; - 3 K for one week.

Step 6  T;+ 3 Kfor 24 h.
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The specimens shall then cool in the test chamber to less than T; — 35 K.

The test is considered successful if all specimens have functioned.

—t2Resistance torusting

Iron and steel parts shall be protected against corrosion by enamelling, galvanizing, plating or
other equivalent means.

Exception: Corrosion protection is not required for parts made of stainless steel.

possible rusting of such parts.

Compliance is checked by

eendmnmg%-spdeseﬁbee#w%% mspectmg spemmens of

temperature and humidity cycle conditioning test of 10.2.

13.1 The manufacturég

links, once every t
temperature) an .3
strength) and 10 5

requirements) may b

c) both a) anthk) on the resistive and inductive ratings.

Non-compliance in any of the tests shall be subject to a review and repetition as per Clause 5.
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Annex A
(normative)

Application guide

Instructions for mounting given by the manufacturer of the thermal-link shall be followed,
especially in the case where thermal-links are provided with a coating or used in impregnated
windings.

verified that mechanical
contacts.

Electrical conne
may be exposed In

Connectors and
the like.

Soldered
rigidity bu
terminal.

The mechanical strength and rigidity of the hardware used for mounting the thermal-link shall
be adequate. Brackets, clamps or screws used for mounting the thermal-link shall withstand
thrust_and tensile forces, torques, vibrations and cyclic temperature changes expected during
narmal operating conditions of the equipment.

The mounted thermal-link shall be adequately protected from harmful effects produced by
possible spillage of liquids from the equipment, for example by covers.
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Annex B
(normative)

Alternative ageing test for thermal-links with T, greater than 250 °C

for-use-in-electric-irons

Thermal-links used to protect electric irons where the normal holding temperature is 250 °C.©Or
greater and which, in the event of failure, rises rapidly to a functioning temperature of 300 °C
or higher, are not required to follow the usual ageing test described in 11.4,

standard.

&
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Annex C
(normative)

Conductive heat ageing test

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Clause is
applicable when declared by the manufacturer.

C.1 Conductive heat ageing test

The following conductive heat ageing test shall be conducted on the
of 175 °C or above. The test is optional for thermal-links with a T; ra

Exception: The conductive heat ageing test may be omitted if
type and is constructed without contacts.

C.2 Method

Thirty samples shall be subjected to consisting of ten sample
thermal-links, shall be secured to a test fix laced on an electrically heated
static-air test oven constructed in accord bjected to the test described in
C.2.1 through C.4. The oven cover of thie test owe hown in Figure C.2, shall be replaced
with the test fixture assembly as show [ ¢ aluminium test box section and the
ceramic oven liner section ¢ removed from the test oven

Cc.21

A typical test fix S inFigure C.1 consists of an aluminium plate, 229 mm
x 229 mm and 634 i i ben thermal securing clips are mounted on the outer
perimeter of the p eclire the thermal-link to the surface of the plate. An
electrical insulatq i of two rayers of 0,075 mm thick polyamide film and a nominal
total thickness. of Q,1 Rall be-placed around each thermal-link to electrically insulate it
from the alu eads of each adjacent thermal-link shall be welded together to
form a series\circui wite/Size, type of wire, or termination method selected to connect
the therfal- ctrical load, shall not significantly affect the temperature of the
thermal-lin ad is connected The test fixture ‘may be mod|f|ed so that all 30 test

the samples d|V|de nto multiple groups.

C.2.2 Temperature setting

The test fixture assembly shall be placed on the thermal-link test oven as the cover, with the
thermal-links positioned on the outside surface of the aluminium plate. The test oven shall
apply heat to the aluminium plate and, by thermal conduction, conduct heat from the
aluminium plate to the body of the thermal-link. The test oven shall be rated 10 A, 120 V a.c
or 230 V a.c.

Cc.2.3 Temperature behaviour

The temperature on the aluminium plate and the thermal-links shall be controlled by the
length of time the test oven remains “on”. During the “on” period, the thermal-links shall also
be heated as a result of conducting a load current of 10 A at 120 V a.c. from the heating
element of the test oven connected in series with the thermal-links.
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Exception: If the thermal-link is rated less than 10 A, a separate circuit with an external load
set for the thermal-link rated current shall be connected to the thermal-link. The load current
shall be cycled concurrently with the test oven heating element. Whenever a thermal-link
opens, the test oven heating element shall remain off until the open thermal-link is removed
and the thermal-link test location is bypassed.

C.24 Temperature monitoring

The temperature of each thermal-link shall be monitored by a thermocouple welded to the
uppermost side of the thermal-link body. The thermal-link having the highest temperature
shall be used for controlling the length of the oven “on” period. Verification of the stability)of
the temperature of the thermal-link body shall be determined 24 h after the start of the)test.
At that time, the temperature of eight out of ten (80 %) thermal-links sh within2 K of
the highest monitored temperature.

C.3 Ageing

The thermal-links shall be aged as described in the following ste (¢ eight weeks
plus one day or until they function:

Step A 336 h (2 weeks) at 35 K below T; ;
Step B 336 h (2 weeks) at 25 K below T; ;
Step C 168 h (1 week) at 20 K below
Step D 168 h (1 week) at 15 K belo
Step E 168 h (1 week) at 10 K belo
Step F 168 h (1 week) at 5 K belo
Step G 24 h (1 day) af

T; is the rated fungtion
shall be used fo@

thermal-link ay not be energized during the ramp-up period.

C.3.1 Cooling operation

Twicé_each week, the test oven shall be de-energized and the test fixture allowed to cool to
roem ‘temperature. The cool-down period shall be for 12 h on the third and fifth day of each
week. The total ageing time for each step shall not include the cool-down period or the time
when the test oven is off due to a thermal-link functioning.

C.3.2 Premature operation

If a thermal-link functions prior to completing the total ageing period, the thermal-link shall be
bypassed in order to retain continuity of the series circuit. During the reconnection process,
the remaining thermal-links shall not be disturbed. Additional wire leads of proper size and
type are to be used.
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C.4 Results

As a result of the test, each thermal-link shall operate as intended, shall be electrically open,
and there shall be no dielectric breakdown as a result of the test prescribed in Clause C.5.

C.5 Dielectric strength test

With reference to Clause C.4, following the test, each thermal-link shall be subjected to the
dielectric strength test of 10.3, applied between the leads or terminals of the opened thermal-
link after the test samples have been brought to room temperature.

Dimensions i and (millimetres)
Test
3 1.5 umihjum'pla
(76,2) | (38,1)
SO\
A

/
4
b,

8)

7
(

9
(228.6)
/
(38,1)

\’Securing clip
\/Thermal-link

QS

N NG28.6)

Top view IEC 2770/02

gure C.1 — Typical test fixture assembly

C.6 Test ove

The test apparatus shall consist of an electrically heated, static-air oven. A typical example of
such‘an oven is shown in Figure C.2. The oven shall be located in a room free of draughts
andithe ambient temperature shall be maintained reasonably constant during the test.

The oven described in Figure C.2 has a two-section core consisting of a non-metallic oven
liner and a metal test box.

The interior surfaces of the oven described in Figure C.2 consist of a firebrick or a like type of
surface which shields radiant heat and reduces heat loss. Seams and joints shall be tight.

The inner metal test box of the oven described in Figure C.2 has 6,4 mm thick walls. The test
box shall rest on inorganic blocks and shall be shielded from radiant heat. The temperatures
around the thermal-link shall be monitored by thermocouples located inside the metal
test box.
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The temperature regulating system of the oven shall be such that the temperature of the air
at the test location is maintained within 0,5 K.

IEC 277102
Key

Low-density fire brick oven

Ceramic oven liner section

Temperature controlling thermocouple inserted at the base of the oven between test box and oven liner
Heating coil recessed in inside face of oven

Heating element in series with oven heater used as ballast resistor

Oven cover: 6,35 cm x 6,35 cm x 11,45 cm

6,35 cm x 22,85 cm x 22,85 cm with a hole 8,25 cm x 8,25 cm

W > N O O AW N =

Figure C.2 — Typical thermal-link test oven



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

- 34 - IEC 60691:2002
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © IEC 2010

Annex D
(informative)

Extended holding temperature evaluation

This Annex is applicable when declared by the manufacturer.

D.1 Extended holding temperature conditioning test

securing the thermal-links. A typical example of the terminé
shown in Figure D.1.

?0 K for all 25 samples

The temperature tolerances maintained ; all be

during the first two weeks of conditionjing
least 20 of the 25 samplesAfor the reminde

bhe Ty_400 Value (stated in °C) for at

until the therma

ink fynctions or the oven temperature reaches 30 K above Tj;.

Each thermal-link shall break the specified load current at the specified voltage. There shall
be ne"damage to the integral leads of the thermal-link. The internal assembly of each sample
shall be visually examined after the interrupt test. There shall be no welding or undue burning
or_pitting of the contacts or operating mechanism.
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Repeat for four additional
rows of thermal-links

IEC 2772/02

NOTE 1 Use, 3;3 mm2 copper wire to jump from row to row of the thermal-links and in and out of the box through
the hole jmthe lid.

NOTE(2 y Secure thermocouple leads to thermal-link body. Exit box through the nearest hole in the lid.

Figure D.1 — Typical terminal block support test fixture
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Annex E
(normative)

Seal ageing test

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Annex is
applicable when declared by the manufacturer.

This test applies to seals and potting compounds. After the conditioning, specified below,
the samples shall be tested to determine critical electrical and mechanical prqoperty,values.
The average value for each property on the conditioned samples shall be\at least\b0-% of the
average value determined on unconditioned samples.

Exception: Seals and potting compounds need not be tested | Wply with the
relevant standard.

temperature determined from the respective thermal/enduranee(profile pe in Figure E.1. The
temperature index is the measured normal operating f h, but not less than

Exception: On the same thermal endura ine)as_shown in Figure E.1, a shorter or
longer time at a higher or lower oyen e, respectively, may be employed if
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Annex F
(normative)

Identification requirements

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Annex is
applicable when declared by the manufacturer.

The procedure described below shall be conducted on a number of samples of thermal-links

employing eutectic-type elements for identification purposes.

The thermal activity of the thermal-link's alloy, determined by malanalysis
apparatus employing a differential scanning calorimeter, shall be compare ference
material that is thermally inert over the range of temperaturé Tati \atérial. The
temperature of the sample and reference material shall be r iMed rate and
the thermal differential between the two materials shall b icalyrecorded on the Y axis
against increasing temperature on the X axis. This gra e’thermally active
temperature range, i.e. the endothermic melting point of the ple waterial. This point is

G f e¢mploying organic-material
elements. An infrared spectrum shallN\be obtai aterial by use of an infrared
spectrophotometer. Sampling methods i IS

shall be recorded.

indicating that the the

identified as sealf.
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Annex G
(informative)

Indelibility of markings 2

Compliance with the marking indelibility testing requirements of Clause 7 may be checked
with the apparatus shown below as an alternative to the phrase “rubbing lightly”. The principal
part consists of a disc of hard white buffing felt, 65 mm in diameter and 7,5 mm thick. Thislis
locked against rotation and is arranged to move across the surface to be tested with a-stroke
of 20 mm and to exert a measurable force of 2,5 N on this surface. The sfandatd testishall be
12 strokes (i.e. 12 rotations of the eccentric) and shall take approximate

During the test the appropriate part of the buffing disc is coveré
absorbent lint soaked with water with the nap surface external.

nensions in millimetres

10 ) )
48 rev/min Mild steel strip

"

Hook for spring balance Brass washers

S~ 60 x 2,5

Hard white buffing felt
65 x 7,5

Wing nut
IEC 2774/02

Figure G.1 — Apparatus for testing durability of markings

2 Figure G.1 and its description has been adapted from Figure 8 and the second and third paragraphs of A.1.4 in
IEC 60730-1, with slight modifications.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROTECTEURS THERMIQUES -

PRESCGRIPHONS-ETGUIDE-D-ARPRPLIGATHON

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La’ CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nermalisation<dans les
domaines de |'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activifés — publie des. Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spés flcatlons aceessibles au

public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur, € sonfiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le Sujei\traite\petiy participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, e participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Ipfecnation ion (ISO)
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions représententy dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné q Saqmités\nationaux de la CEI

sont entrepris afin que la CEI

s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses pdbl i e_peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpfétation gdi\en i onque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité interna tlonaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transpareqte i de la CEl dans leurs publications

nationales et régionales. Toutes divergenge Rublications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes dpiveni-&tre indiquié termes clairs dans ces derniéeres

5) La CEl elle-méme ne fourni anformjtenDes organismes de certification indépendants
fournissent des services Kévalva dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de la CEI des services effectués par les organismes de
certification indépendan{s

6) Tous les utilisateups doiyent S i € possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respon it <é \ tée ada CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cowpri & i grs et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CE Sjudice~cauge en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelqug dgirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les ep {_de Aa publication ou de Il'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de IaxCEI,qu au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée érehces normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référengeées est obligatdire Rour uhe application correcte de la présente publication

9) L’attentior_est ajfireg Su it que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droifs.d .¥a CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de brevets et.dé~ne pas\avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEl 60691 porte le numéro d'édition 3.2. Elle comprend
la troisiéme édition (2002-12) [documents 32C/321/FDIS et 32C/329/RVD], son
amendement 1 (2006-09) [documents 32C/395/FDIS et 32C/400/RVD] et son
amendement 2 (2010-02) [documents 2C/425/FDIS et 32C/429/RVD]. Le contenu
technique est identique a celui de I'édition de base et a ses amendements.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique ou le contenu
technique est modifié par les amendements 1 et 2. Les ajouts et les suppressions

apparaissent en rouge, les suppressions etant barrées. Une version Finale avec toutes
les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

Cette publication a été préparée par commodité pour l'utilisateur.
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La Norme internationale CEl 60691 a été établie par le sous-comité 32C: Coupe-circuit a
fusibles miniatures, du comité d'études 32 de la CEIl: Coupe-circuit a fusibles.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme est fondée sur ’harmonisation de la norme nationale américaine, UL 1020,
cinquieme édition (annulée en 2003),—qui—traite—des—coupe-circuitthermiques/protecteurs
les = ; adition et de la CEI 60691,

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne |sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web la CElW/ sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication reche A.cette date,
la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des cduleuks qui\s sidérées comme utiles a
une bonne compréhension de son c devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisa
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INTRODUCTION

Les protecteurs thermiques, définis comme des dispositifs n'étant pas réutilisables, fonction-
nant une seule fois sans réutilisation, sont trés employés pour la protection thermique des
appareils dans lesquels, lors de fonctionnements anormaux, une ou plusieurs parties peuvent

atteindre des températures excessives.

Puisque ces dispositifs possédent plusieurs points communs avec les fusibles miniatures et
qu'ils sont utilisés pour obtenir un niveau de protection comparable, I'effort s'est orienté, dans
cette norme, de fagon a établir une série de spécifications principales pour de tels composants.

@%
S
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PROTECTEURS THERMIQUES -
PRESCRIPTIONS ET GUIDE D'APPLICATION

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux protecteurs thermiques destinés a étre
incorporés dans les appareils électriques, le matériel électronique et ses composants;
normalement utilisés a l'intérieur d'un local, afin de les protéger contre les températures
excessives lors de fonctionnement anormal.

NOTE 1 L'appareil peut ne pas étre prévu pour produire de la chaleur.

NOTE 2 L'efficacité de la protection contre les températures excessives dépend }ogig ition et du

mode de montage du protecteur thermique ainsi que du courant qui le traverse.

ementdeda po

présente norme.

dans leurs formes les plus simples
g le matériau fondu, expulsé pendant

Cette norme peut s'appliquer aux prot
(par exemple les lames ou les fils de

Cette norme est
690 V en cour
pas 63 A.

ermiques dont la tension assignée n'excede pas
continu, et dont le courant assigné n'excéde

a) a établir d griptions yriformes pour les protecteurs thermiques,
b) a défi

c) a fournir
appareils.

s\renseigriements utiles pour I'utilisation des protecteurs thermiques dans les

Cette.norme n'est pas applicable aux protecteurs thermiques utilisés dans des conditions
extrémes, telles que des atmosphéres corrosives ou explosives.

Cette norme n'est pas applicable aux protecteurs thermiques destinés a étre utilisés en
courant alternatif avec une fréquence inférieure a 45 Hz ou supérieure a 62 Hz.

Py ez e
4 Re 1ICTTCIICeS 1OrITIdalives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
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CEI 60065:2001, Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues — Exigences de
sécurité
Amendement 1 (2005)

CEIl 60085:1984 2004,—Evaluation—et—classification—thermigues—de—I' Isolation électrique —

Classification thermique

CEl 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides-dans-des-conditions-humides?

CEl 60216-1:2001, Matériels isolants électriques — Propriétés d'endurance thermigue' —
Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai

CEIl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans e 9 éseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais
Amendement 1 (2000)
Amendement 2 (2002)

CEl 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du : Essais au fil

incandescent/chauffant — Méthode d'essai d'inflammabi

CEI 60695-10- 24—995 2003 Essa/s re/at/fs a 6 art/e 10- 2—Gu+ele—et

Chaleurs anormales — Essai a la b/l/e

CEIl 60695-10-3:2002, Esgéy 2t féu — Partie 10-3: Chaleur anormale —
Essai de déformation par >ti 3 1tes\d€ moulage

CEIl 60695-11-10:199 ' i£S) a isques du feu — Partie 11-10: Flammes d'essai —
Méthodes d'ess ' gt vVerti ;
Amendement 1 (

CEIl 61210:1993, Dispositifs de connexion — Bornes plates a connexion rapide pour conduc-
teurs électriques en cuivre — Prescriptions de sécurité

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent.

3.1
distance d'isolement
distance la plus courte dans l'air entre deux parties conductrices
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3.2

ligne de fuite

distance la plus courte le long de la surface d'une matiére isolante entre deux parties
conductrices

3.9

température de maintien, T,

température maximale du protecteur thermique pour laquelle, dans des conditions
déterminées et pendant un temps spécifié, I'état de conductibilité ne changera pas

3.4
série homogéne (de protecteurs thermiques)
série de protecteurs thermiques, de dimensions hors-tout communes, dont ¢

cun_ne différe

cl

représentatif de tous les protecteurs thermiques de la série

3.5
courant de coupure, [,

3.7
pilote de service

3.9
courant assigné,
courant utilisé pour la classification du protecteur thermique

3.10

température assignée de fonctionnement, T;

température de protecteur thermique qui provoque son changement de conductibilité, avec
détection de courant jusqu’a 10 mA comme seule charge

3.1

tension assignee, U,
tension qui sert a la classification du protecteur thermique

3.12

élément thermique

matériau métallique ou non métallique faisant partie du protecteur thermique et sensible a la
température par un changement d’état tel que solide a liquide a la température pour laquelle il
a été calibré
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3.13

protecteur thermique

élément non réutilisable, incorporant un élément thermique, qui ouvrira un circuit une seule
fois lorsqu'il sera exposé, pendant une durée suffisamment longue, a une température
excédant celle pour laquelle il a été congu

3.14

surcharge en courant pulsé, I,

train d'impulsions de courant continu que le protecteur thermique est capable de supporter
sans que ses caractéristiques en soient altérées

3.15

essai de type
essai de conformité sur la base d'un ou de plusieurs spécimens d'un prog
la production

ésentatifs de

3.16

tenue de température étendue, Ty, _410o

température maximale qu’un protecteur thermique peut to \ rée de 100
semaines lorsqu’il supporte la charge du courant asstgné 3 ension\ assignée, sans

provoquer l'ouverture du circuit conformément a I'éx
étendue (voir ’Annexe D)

NOTE C’est une caractéristique assignée a considérer par, iN S du produit final.

3.17

essai de vieillissement aprés expositio

CHAT

essai pour évaluer I'aptitude d’un praotect the fonctionner dans une application

NOTE S’il fonctionne de fagow tisfai ermique recevra une caractéristique assignée
S e 3 ) Jutilisateur pour le produit final pendant I’étude de fin
d’utilisation du produit.

4 Prescripti :

montage du i dans I'équipement. Donc, en plus d'une bonne conception,
les prescripdi d'application de I'Annexe A doivent étre prises en compte.

Les protectes ermiques doivent avoir des propriétés électriques et mécaniques
convenables, ‘et dqivent étre construits pour supporter toutes les conditions de manipulations
qu'ils rencentreront probablement durant le montage et I'emploi normal, lorsqu'ils sont utilisés
dans les-limites de cette norme.

Larsgu'un protecteur thermique change son état de conductibilité, ni arc ni flamme ne doivent
etre entretenus et aucun matériau qui pourrait provoquer des dommages a son entourage
immédiat ou provoquer un risque de choc électrique ou de feu ne doit étre expulsé.

NOTE Pour I'emploi de protecteurs thermiques sous forme de lames ou de fils de fusion, il convient de veiller a
ce que le métal fondu ne court-circuite ni ne réduise les lignes de fuite et distances d'isolement, pour réduire les

risques aenaommagement du systeme alsolation au materier.

Aprés son fonctionnement, le protecteur thermique ne doit pas avoir subi de dommages,
quand il est soumis a des températures ne dépassant pas T, tels que la sécurité du matériel
en ce qui concerne les risques de chocs électriques ou de claquages électriques soit
compromise.
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5 Conditions générales d'essais

Sauf spécification contraire, seuls les essais qu’il n’est pas nécessaire de réaliser a 'intérieur
d’une enceinte climatique et/ou d’une étuve d’essai doivent étre effectués dans les conditions
atmosphériques suivantes:

Température 15°Ca35°C
Humidité relative 25% a’75%
Pression atmosphérique: 8,6 x 104 Pa a 1,06 x 10% Pa

s\la-réalisation
Qsphériques

NOTE 1 Les conditions atmosphériques exigées pendant les essais peuvent étre co
des essais et tout au long de ces derniers. Il n’est pas nécessaire de maintenir
exigées dans un laboratoire d’essai, lors des périodes ou les essais ne sont par ré

Si les conditions mentionnées ci-dessous ont une influence g Hicati llesdoivent étre
maintenues sensiblement constantes pendant les essais.

rges pour certains
1) °C.

diquée. Si les conditions
au cours des essais, une

Si le résultat d'un essai dépend de fagon dpptéciable de’la position ou du mode de montage
du spécimen, la condition averable dyit é etenue pour les essais en question et

notée.

Si un protecteur i Y\ &Ci t congu pour étre utilisé dans un type précis de
matériel, et ne p 3 2

Dans le cas de
doivent étre ré
Les protecte
intermédijaires\ne

r NiqUe ayant des températures de fonctionnement assignées
seront soumis qu'aux essais de 10.6, 11.2, 11.3 et 11.4.

Le nombre totalide spécfimens nécessaires est de-48 45. Quinze spécimens, sur un total
de-48 45, sont'conservés dans I'éventualité d'une répétition de certains essais. Trente-trois
spécimensy, sur un total de-48 45, sont divisés en groupes auxquels sont assignées des
lettres alphabétiques de A a-K J. Chaque groupe comprend trois spécimens. En général, les
essais doivent étre réalisés dans l'ordre indiqué au Tableau 1 mais, sur demande, certains
essais peuvent étre répétés, par exemple I'essai sur le marquage (voir I'Article 7). Des
€chantillons supplémentaires peuvent étre nécessaires conformément a la Note—3 2 du
Tableau 1.

Si, dans un quelconque des essais effectués conformément a un article donné, une
défaillance est signalée, la cause de celle-ci sera identifiée et une action corrective
entreprise. En se fondant sur le rapport d’analyses de défaillance et l'action corrective
minimum, selon laquelle la séquence d’essais doit étre répétée sur un nombre correspondant
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a deux fois celui des spécimens révisés et, a la suite de quoi, aucune autre défaillance n'est
ultérieurement autorisée.

L’essai de vieillissement aprés exposition a la chaleur conductrice de I'’Annexe C est
appllcable quand cela est |nd|que par Ie@eastr—ueteu; fabricant.-Cet-essai-doit-étre—effectué

Exception: L’essai de vieillissement aprés exposition a une chaleur conductrice peut étre.omis

si le protecteur thermique-est-de-type-eutectique-et est fabriqué sans contacts.
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Tableau 1 — Programme d'essais

Articles ou Essai Groupes de spécimens
paragraphes AlB|lc|D|E|F|G|H]|I]|J ]|k
& Marquage (essal de frottement) X X
9 Prescriptions d'ordre mécanique
9.2* Effort de traction X
9.3* Effort de poussée X
9.4* Effort de torsion X

en-acierseulement)

N
10 Preseription-d'ordre Exigences électriques /\< (\
10.1* Lignes de fuite et distances d'isolement < k\ X \2\
24 Epreuve d'humidité

10.2.4 x | NRENEN
10.2:2* Cycles de conditionnement de la température X /(\ %& X \)(

et de Ihumidité (note 2) \
12* Protection contre la rouille (parties en fer ou X /X\\\\

en acier seulement) =
10.3* Rigidité diélectrique (si applicable) \)&\ /§( y\ X | %
10.4* Résistance d'isolement (si appl|c€r€\)\ /\ >< & ‘\/) X | %
10.5*% Résistance au cheminement X
10.6 Courant de coupure KA X | X

X
10.7* Surcharge en courant pulsé \ (\ \< \y X | %
P

11 Essais de tempér@re ( \)

N
11.2 Contréle de Tf X X
11.3 Control Suivi %}\\Q ectrigue X | X
et remggrjks olem

11.4 \2 X X | x x| x| x| x

14 jours

7 jours

7 jours

24 h

10.3 Rigidité diélebtrique x [ x| x|x|x|x|x|x]|x]|x]x
10.4 Résistance d'isolement XXX | X | X[ X ]| X ]| X]|X]|X|X
7 Marquage (inspection visuelle seulement) X | X

NOTE 1 Dans le cas d'essais d'une série homogéne, on peut omettre les essais marqués d'un astérisque pour les
valeurs assignées intermédiaires.

NOTE-3 2 Si les conditions de tension de puissance et de courant de c), d) et e) de 10.6.2 ne sont pas couvertes

par un essai, il convient de soumettre a I'essai un minimum de trois échantillons pour chaque condition.



https://iecnorm.com/api/?name=bc5b55e4544075dfc95b5c7468c4e4b7

IEC 60691:2002 -51 -
+AMD1:2006+AMD2:2010 CSV © |IEC 2010

6 Classification

6.1 Conditions électriques

a) Tension
1) Courant alternatif
2) Courant continu
b) Courant
1) Résistif
2) Inductif
— Moteur
— Pilote de service
— Lampe électrique a décharge

6.2 Conditions thermiques

En ce qui concerne les conditions thermiques,

ymbales et les abréviations suivants
s'appliquent:

a) T
b) T,
c) T,
d) CHAT
e) Th.100

NOTE Ces g
CEl 60112.

7 Marguage

Chaque protecteur thermique doit porter les indications suivantes:

a) type ou référence de catalogue;
b) nom du constructeur ou marque commerciale;

c) température assignée de fonctionnement T; avec ou sans le symbole T; suivie du nombre

de degres Celsius (suivi de “C ou C);

d) un code de date qui identifie la date de construction et qui ne se répéte pas pendant au
moins 10 ans et un lieu de fabrication ou un code doivent figurer sur le protecteur
thermique ou sur le plus petit conditionnement.

NOTE 1 S’il n’y a qu'une seule usine, sa situation peut étre omise.

La température assignée de fonctionnement T; peut étre omise si un type ou une référence
différents du catalogue sont utilisés pour chaque température différente de fonctionnement.
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La ou les dimensions le permettent, des marquages complémentaires peuvent étre apposés
sur le protecteur thermique, tels que la tension assignée suivie de V, le courant assigné suivi
de A, ainsi que tout autre marquage, si nécessaire.

Le marquage doit étre indélébile et lisible.

Le caractére indélébile est vérifié en essayant d'effacer les indications en les frottant
légerement pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau. La lisibilité est vérifiée par examen.
Apreés les essais de vieillissement de 11.4, la conformité est vérifiée par examen.

NOTE 2 Au lieu de «frottant Iégérement» I'appareil présenté a la Figure G.1 peut étre utilisé.

La conformité est vérifiée par examen.

8 Documentation
Le constructeur doit fournir dans sa documentation(tecfinique;j ogues et ses notices
d'emploi les renseignements qui suivent, et qui : j a ceux qui sont exigés a
I’Article 7:
a) la classification conforme a I'Article §;
b) pour chacune des classifications:
1) les températures caractéristiques Tf%Tm ;
2) les courants caracté 0 25
3) la tension assig
c) l'aptitude a ent devant les liquides d'imprégnation et les
solvants de )
NO Afi du—protectey hermigue; onvient de onsulte e
d) les indicll'l S du protecteur thermique dans le matériel
NO Roy g d ’ onrvvient au'l-appara e arement-dan a3-documentation d'uyne
NO c B s e e éférences—de—catalogue—défin en e aracte gues—dae
e) lesprotecteurs thermiques de petite taille et non destinés a étre remplacés.
NOTYE 1 Afin d'éviter tout dommage possible du protecteur thermique, il convient de consulter le fabricant
quand I'application finale implique un scellement ou I'usage de solvants pour le nettoyage,
NOTE 2 Pour des raisons de sécurité, il convient qu'il apparaisse clairement dans la documentation, d'une
part, qu'un protecteur thermique n'est pas un produit réparable et, d'autre part, qu'en cas de remplacement, il
convient d'utiliser un protecteur thermique équivalent du méme fabricant et ayant la méme référence du
catalogue, monté exactement de la méme facon.
NOTE 3 |l convient que les numéros ou les références de catalogue définissent les caractéristiques de
Temperature, courant et tension qul, ENSEMDIE, ClassHIeNt un protecteur ermique.
9 Prescriptions d'ordre mécanique

Les protecteurs thermiques doivent avoir une stabilité et une robustesse mécanique
suffisantes pour supporter les contraintes qu'ils rencontrent probablement lors de
manipulations et dans des conditions d'utilisation normale et de défaut du matériel
d’utilisation finale correspondant.
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Les bornes a pattes doivent étre fabriquées selon la CEl 61210.

Les parties conductrices doivent étre construites de telle sorte que la pression du contact ne
soit pas transmise au travers d'un matériau non métallique autre que la céramique ou tout
matériau considéré comme étant assez stable dimensionnellement dans toute la gamme des
températures normales d utilisation, a moins que Ies pieces metalliQues correspondantes ne
présentent une élasticité suffisante pour compenser toute rétraction ou déformation du
matériau non métallique.

Les parties conductrices doivent avoir la robustesse mécanique nécessaire, étre capables_de
transporter le courant assigné et doivent étre d’un matériau acceptable pour cette application
particuliére.

Pour les parties conductrices, il convient que les limites de tempéra
selon le Tableau 14.1 de la CEIl 60730-1.

b) les échantill
scellement de

Des instruction Rlica doivéent étre fournies pour le protecteur thermique dont les
conducteurs fon drieure @ 0,21 mm?2, qui informent l'utilisateur sur la facon de

montage du protecteurthermique.

Les bornes pour connexions soudées doivent étre telles qu'elles maintiennent le conducteur
indépendamment de la soudure, ce qui pourra étre obtenu par l'introduction du conducteur
dans un trou ou par tout autre moyen procurant une fixation équivalente.

Le cas échéant, des dispositions doivent étre données pour le montage fiable d’'un protecteur
thermique en position.

= STt . —— N— iy I I

destinés a étre installés dans des enroulements et similaires.

Les boulons, vis, ou les autres pieces utilisées pour monter un ensemble ayant un protecteur
thermique doivent étre indépendants de ceux utilisés pour fixer les parties des composants de
I’ensemble.
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La conformité est vérifiée par les essais de fixation des conducteurs de 9.1. Les instructions
de montage et de fixation doivent étre données avec les protecteurs thermiques pour le
constructeur du produit final selon le guide d’application de ’Annexe A.

9.1 Essais de fixation des conducteurs

Si la force appliquée aux conducteurs du protecteur thermique entraine une contrainte
appliqguée au mécanisme de fonctionnement directement ou indirectement en raison de la
rupture d’'une ou de plusieurs piéces, les essais décrits en 9.2, 9.3 et 9.4 doivent étre
effectués. Il ne doit pas y avoir de déplacement de parties qui tendrait a réenclencher un
protecteur thermique ou a réduire les lignes de fuite, ou les distances d’isolement en sanction
des essais spécifiés en 9.2 et 9.3. Il ne doit pas y avoir de déplacement de parties autres que
le conducteur en sanction de I'essai spécifié en 9.4.

1 min.

9.3 Essai d’effort de poussée

Le protecteur thermique doit étre fixé en\ytilisan oye pproprié pour ne pas l'altérer et
un effort de traction tel que spécifié da doit étre appliqué a chaque conducteur
pendant-48 1 min a une distance de 2 imm aCle hermique.

Chaque conduct é i é z im du corps du protecteur thermique et retourné
de 180° tel que ¢ Qré 53
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Protecteur thermique

maintenu rigidement
mm

©
<
. SN
N NN
Etape 1: Pliage NN
NN
NN
~N
)

IEC 2769/02
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Protecteur thermique

maintenu rigidement

(=]
<
- . N
Eta : N
pe 1: Pliage NS
AN
NS
~
~o

Etape 2: Torsjo

CEl 2769/02
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Tableau 2 — Robustesse des bornes — Valeurs des efforts
de traction et de poussée minimaux prescrits

Section nominale de la borne, A Force de traction Force de poussée
2
mm N N
Jusqu'a 0,05 inclus 1 0,25
De 0,05 a 1,2 inclus 20 x A 5xA
Au-dessus de 1,2 40 8

NOTE A est égal & la section nominale de la borne en mm?2.

10 Prescriptions d'ordre électrique

Les contacts utilisés pour le passage du courant dans™t 3 § ermique doivent
supporter la contrainte de tension produite par la soyrce d'alime i ircuit. Les parties

d'humidite.

S’il est nécessairg isolant, les normes suivantes doivent étre
utilisées: CEI K| 80695-2-11, CEI 60695-10-2, CEI 60695-10-3,
CEIl 60695-11-10 at'CE| 6

NOTE 1 \diquée par le constructeur, est utilisée pour déterminer les valeurs
correspondantes\des te

NOTE 2 la tension assignée d'un protecteur thermique soit déterminée a partir de la tension de la
source appliquée aweirsui aleur de la tension de l'isolement entre les parties conductrices et le boitier peut

feuille isolante.

10.1 Kignes de fuite et distances d'isolement

Les\distances d'isolement et les lignes de fuite entre les parties conductrices (des contacts et
de-leurs bornes) et l'extérieur du boitier du protecteur thermique, y compris les piéces
métalliques isolées des parties actives, ne doivent pas étre inférieures aux valeurs du
Tableau 3. Les valeurs indiquées sont considérées comme valeurs minimales absolues, qui
incluent les tolérances de fabrication.

Ces distances ne sont pas applicables entre les contacts ouverts du protecteur thermique.

La conformité est vérifiée en mesurant les distances considérées.
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i doi VI 4 Anai d A i clace_de la

Tableau 3 — Lignes de fuite et di taement

(valeursminimales @bsolues)

(AN
Tension assignée, U, <\ Dﬁta\nwsole M Lignes de fuite
\Y (\ mm

0 -32 o2 0,53

33 -50 ,2 1,2
51 - 1@ 0,5 1,5
126 - 250 1,5 2,5
251 - 40 3,0 4,0

401/?39{ 4,0 6,9

distances tNiso lies Iignes de fuite sont spécifie’es conformément a la CEI 60664-1.

b) altitude de 2 00
c) isolationsprincipale;

d) champ'non homogeéne;

e) categorie de surtension II;
f) \\degré de pollution 2;

@)\ groupe de matériaux llla.

NOTE 3 Si les conditions différent de celles spécifiées a la note 2, il sera nécessaire de régler les lignes de
fuite et les distances d'isolement conformément a la CEl 60664-1.

102 Conditionmementde Fhumidité

Les protecteurs thermiques ne doivent pas étre détériorés par I'humidité présente dans les
conditions ambiantes pour lesquelles ils sont prévus. La conformité est vérifiée en soumettant
les spécimens aux essais de conditionnement en température et humidité-de-10-2-4et10.2.2
spécifiés ci-dessous, puis, immédiatement aprés, aux essais de rigidité diélectrique (voir
10.3) et de résistance d'isolement (voir 10.4).
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Pour le cycle de conditionnement de la température et de I'humidité, les échantillons de
protecteurs thermiques doivent étre soumis a trois cycles complets de conditionnement.
Chaque cycle doit correspondre & 24 h & T, suivies (dans les 15 min) par au moins 24 h a
(35 £ 5) °C et (90 + 5) % d’humidité relative, suivie par 8 h a (0 = 2) °C.

NOTE | es essais didlectrigues ot de résistance d’isolement saont rédalisds anreg le retrait deg achantillons de
t T

I’enceinte de conditionnement.

onditionnement.—Chague—cycle w aiure de fonctionnemes
?Ss@gee_'ff -n‘g -Q! K .:.. on ! -. ’\l\v‘. -nl.n-g. -.-- Dar-ad—mon )6-h

L'isolant.est soumis a une tension d'essai pratiqguement sinusoidale de fréquence comprise
entre45-Hz et 62 Hz.

On*commence par appliquer une tension ne dépassant pas la moitié de la tension prescrite.
Puis la tension est augmentée avec une vitesse d'accroissement d'environ 500 V/s jusqu'a la
valeur prescrite.

Aussitot Qprnc |'nprn||\ln H'hllmlrllfn le-boitierdoit-6tre—enveloppé—dans—une ‘FDIII”D mnl‘alllnlln

SpPpPpo—<at

et la tension d'essai doit étre appllquee pendant 1 min entre les contacts ouverts, et entre Ies
parties actives et la feuille métallique.

Les spécimens sont jugés conformes a la prescription s'il ne se produit aucun contournement
ni claquage.

NOTE Il est recommandé d'utiliser pour cet essai un transformateur dont la puissance est au moins 100 VA.
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Tableau 4 — Tensions d'essai pour la rigidité diélectrique

Entre Tension d'essai
Les parties actives et le boitier 2U,+1000V
l es baornes de contacts 2 1
(entre les contacts ouverts)

10.4 Résistance d'isolement

La résistance d'isolement des protecteurs thermiques doit étre suffisante a la fois avanpt et
aprés leur changement d'état de conductibilité, et également aprés ayoir subi les essais
appropriés de 10.2.

appllquee entre les bornes de contacts et le boitier enro
métallique, et entre les bornes.

bornes est exposé pormale, a la formation d'humidité ou de

poussiére, il doit résis

Pour un matériau
résistance au che
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ye

10.6 Courant de coupure

10.6.1 Généralités

parties métalliques adjacentes et le matériau ne doit pas
le voisinage.

10.6.2 Conditions spécifiques

a) Toute partie métallique ne transp
I'ensemble thermique et qui pewt
normalement connectée a la terre d
de 3 A.

Tablea — Couran d’%‘s pour sgurant de coupure
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Type de caractéristique

Assigné en

Courant d’essai

Facteur de puissance

assignée

Amperes en courant 1,5_f0|§ le courant 0,95 - 1.0
alternatif assigneé

Résistif
Ampeéres en courant 1,5 fois le courant
continu assigne

Inductif Ampéres en courant 1,5 fois le courant 06
alternatif assigné
Amperes en courant 6 fois le courant a
alternatif pour rotor lei h a 0,4-0,5
bloqué pleine charge

Moteur q

10 fois le courant
assigné a pleine charge

Ampéres en courant
continu

Voltampéres de courant | p

Pilote de service alternatif

N
<“ K

4 fois le courant
assigné

Lampe électrique a
décharge

Amperes en courant
alternatif

A\DPRos

@ Ou la valeur spécifiée, telle la puissance, si le courant assigné d

b voir le point f) du 10.6.2.

oto bloqu té&\/

ecran métallique doit étre
installé a 12,7 mm des parties ecté au pdle opposé du

circuit d’essai avec un fusible de 3

Le circuit d’essai doi
100 % a 105 % de

avec un apparsil
tension d’es >

Si un protecte

Pour les: protectedrs thermiques de caractéristique assignée pilote de service, la charge
d’essaiiconsiste en un électro-aimant représentant la charge de la bobine magnétique que
le_protecteur thermique est destiné a commander. Le courant d’essai doit étre le courant
noermal qui doit étre déterminé a partir des tension et puissance assignées du protecteur
thermique. Pour un protecteur thermique en courant alternatif, le facteur de puissance doit
étre inférieur ou égal a 0,35 et le courant d’entrée caractéristique de la bobine doit étre 10
fois le courant normal. L’essai doit étre effectué avec I'induit fermé.

La conformlte est vérifiée par I'essai suwant Qhaqueeehanh#ewée%e#&@aeeﬂar%m

dessus-de—T¢- Pour les protecteurs therm|ques aSS|gnes a 249 °C ou une valeur |nfer|eure
I’échantillon doit étre placé dans une étuve d’essai, stabilisée a une température de Tf—

12 K ou conforme aux indications du fabricant, mais correspondant a une valeur
n‘excédant pas 2 K au-dessous de la tolérance la plus faible. Pour les protecteurs
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thermiques assignés a 250 °C ou valeur supérieure, et une tolérance de Tf 220
I’échantillon doit étre placé dans une étuve d’essai, stabilisée a une température de T;—
22 K ou conforme aux indications du fabricant, mais correspondant a une valeur
n’excédant pas 2 K au-dessous de la tolérance la plus faible. La température de I'étuve
doit ensuite étre restabilisée. Tous les protecteurs thermiques. assignés a 249 °C ou

valeur inférieure, et 250 °C ou valeur supérieure, doivent alors mis étre sous tension et la
température de I'étuve doit étre augmentée au taux de (2 £+ 1) K/min et I'essai doit étre
poursuivi jusqu’a ce que le protecteur thermique fonctionne ou que la température de
I’étuve atteigne 30 K au-dessus de T;.

NOTE 1 Le protecteur thermique peut fonctionner immédiatement aprés avoir été mis sous tension, auqbel
cas l'augmentation de température de (2 + 1) K n’est pas nécessaire et on peut mettre fin a I'essai.

h) La température de I'étuve peut étre contrélée par un thermocouple fi un protecteur

de courant si pendant le premier essai de coupure de Coyks
était inférieur ou égal a 0,5, et si le courant d’entrée du sé ; 3 }a méme tension
est inférieur ou égal a 67 % du courant assigné du rotorb .

NOTE 2 Cat essai a pour objet principal d’évaluer I'intégrité
vue d’interrompre une certaine charge.

10.7 Surcharge en courant pulsé

On applique en ’
durée de 3 ms, s >

10.8 E

10.8.1 Géi
Quand cela ‘est présisé par le constructeur, un protecteur thermique est essayé selon 10.8.2
et 10.8,35vet il ne doit pas y avoir d’inflammation du coton mentionné en 10.8.2 ou d’autres
éventualités de risque de feu ou de choc électrique pendant ou aprés I'essai.

SiYessai de court-circuit limité est effectué sur le protecteur thermique lui-méme avec des
nésultats acceptables, il n’est pas nécessaire de refaire I'essai pendant I'étude du produit
final.

10.8.2 Méthode

Trois échantillons de protecteur thermique doivent étre soumis a un essai de court-circuit
limité. L’essai doit étre effectué a une tension avec une tolérance de +5 % de la tension
assignée U,. Le protecteur thermique doit étre connecté en série a un fusible non rechar-
geable proprement choisi pour cette application conformément a 10.8.3. Le circuit doit limiter
le courant a la valeur applicable spécifiée au Tableau 6, mesurée sans protecteur thermique
dans le circuit. Le facteur de puissance du circuit doit étre 0,9 — 1,0, a moins qu’un facteur de
puissance inférieur soit accepté par le constructeur et l'utilisateur. Le protecteur thermique
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doit étre connecté au circuit par deux conducteurs en cuivre de 915 mm de long-d‘ure-taille
approprieée comportant une section telle qu’indiquée dans le Tableau 10.2.1 de la 60730-1. Le
coton doit envelopper le protecteur thermique, ou un écran métallique installé a 50 mm - ou
moins si cela est accepté par le constructeur et l'utilisateur — de toutes les parties du
protecteur thermique pendant I'essai. Chaque protecteur thermique doit étre soumis a un

Coodl.

Tableau 6 — Pouvoir de I’essai de court-circuit limité

Pouvoir de court-circuit

Caractéristiques assignées combinées du protecteur thermique N a
(ampeéres)

Voltampeéres, Voltampéres, Voltampeéres, . 5 <
monophasé triphasé courant continu Puissance kw ov a}ﬂkk 251 ¥QHNVV
0-1176 0- 832 0- 648 | De0ao0,5 0-0,375 /\ioor\ 1000

1177 -1 920 833 — 1 496 649 — 1 140 | Au-dessus Au-dessus de 000 000
de 0,541 0,375a 0,750

1921 -4080 1497 -3 990 1141 -3 000 | Au-dessus Au-dessys de 2 000 5 000
de1a3 0,750 a 2)250

4081-9600 |3991-9145 | 3001 -6960 | Au-dessus | Au essh&% 500 5 000
de 32475 29608560

9601 ou plus | 9146 ou plus | 6 961 ou plus | Plus de 7(5 s de\5\6\0\ 5>000 5 000

a

Pour I'essai des ballasts des lampes fluorescentes, le pom{%\é@/l/é%al/ﬂe\co}‘ﬁ-\cwcwt limité doit étre de 200 A.

10.8.3 Taille du fusible

Vingt ampeéres pou
un protecteur ther
taille supérie{}so t

Vingt ampérespom %

lampe fluorescef

la plus grande™taitle normalisée basé sur la somme des caractéristiques a pleine charge
de toutes les charges sauf pour le moteur le plus grand, plus 300 % a 400 % du courant
assighé a pleine charge pour le moteur le plus grand si le moteur est de type non
étanche, ou plus 175 % a 225 % du courant assigné a pleine charge pour le moteur le
plus grand, si le moteur est de type a refroidissement étanche.

Pour un protecteur thermique destiné a étre utilisé dans un appareil électrique de
chauffage, basé sur 125 % du courant caractéristique. Si 125 % correspond a une valeur
pour laquelle il n’y a pas de taille de fusible normalisé, la taille suivante la plus grande
doit étre utilisée.

Pour un protecteur thermique ayant d’autres caractéristiques assignées, basé sur les
caractéristiques de courant de la taille de fusible normalisé proche la plus grande.

Si c’est acceptable selon les prescriptions du produit final, une taille de fusible plus petite
que celle spécifiée en c) a f).
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11 Essais de température

Les températures caractéristiques des protecteurs thermiques doivent étre conformes aux
valeurs et tolérances fixées par le constructeur ainsi qu'aux prescriptions de cet Article.

La température T; ne doit pas présenter de variations dues au vieillissement thermique.

La conformité est vérifiée en soumettant les spécimens a I'un ou a plusieurs des essais
suivants, dans l'ordre indiqué dans le Tableau 1.

Le fonctionnement des protecteurs thermiques doit étre signalé par des moyens appropries,
par exemple des diodes électroluminescentes en série avec des ré nces limitant le
courant de commande a 10 mA au maximum.

11.1 Température de
Si le constructe@
conditions spécifiees

11.2 Températ

le ou les spécimens a la température et aux
ndications du constructeur.

) ars Vaaa

Les protecteurs thermiques doivent étre exposés, dans I'étuve d’essai ou le bain d’huile, & T;
— 12 K ou comme indiqué par le fabricant, mais correspondant a une valeur n’excédant pas

2 K au-dessous de la tolérance la plne faible aYallls les nlr_\lr_\nrnilc aceignéc a2 une valeur

inférieure a 250 °C jusqu’a ce que la température soit stabilisée, cela étant démontré lorsque
deux lectures consécutives, a 5 min d’intervalle, sont a 1 K 'une de l'autre. Pour les appareils
assignés a 250 °C ou valeur supérieure, les protecteurs thermiques doivent étre exposés a T;
— 22 K ou comme indiqué par le fabricant, mais correspondant a une valeur n'excédant pas
2 K au-dessous de la tolérance la plus faible. La température doit alors étre stabilisée, cela
etant démontré lorsque deux lectures consécutives, a 5 min d’intervalle, sont a 1 K I'une de
I'autre. La température doit alors étre augmentée de fagon réguliere a un taux compris entre
0,5 K/min et 1 K/min jusqu’a ce que tous les échantillons aient fonctionné. Les températures
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de fonctionnement individuelles des protecteurs thermiques, assignés a une valeur inférieure
a 250 °C, doivent étre consignées et elles ne doivent pas étre inférieures a celles indiquées
par le fabricant, soit T — 10 K en I'absence d’indications. Pour les protecteurs thermiques
assignés a 250 °C ou une valeur supérieure, la température consignée ne doit pas étre
inférieure a celle |nd|quee par le fabncant 30|t Tf 20 K en I'absence d’indications. Pour les

S 2L 0 o A e Y ~Falk-Fal 1

YN 1 £
VIULU\JLUUIO LIIUIIIIIL‘UUO GODISIIUO d uUlie vaiCurl mimoerTiCurTt d oJuU w, Uu OUPUIIUUIU d oJVU w, 1A

température ne doit pas étre supérieure a T;.

NOTE Le matériel recommandé pour les essais de 11.2 est indiqué dans I'’Article C.6.

11.3 Température limite maximale T,

Les spécimens doivent étre soumis a T, _(5) °C pendant 10 min-et—au—goors—d'une-periode
’ F

Il ne doit se produire ni contournement, ni court-circuit, n
essai, tous les spécimens doivent avoir fonctionné.

NOTE 1 Si on juge nécessaire de maitriser les effets pOSSIb|e
connexions utiles, ainsi que de faciliter l'introduction des gp&
est recommandé, lorsque cela est possible, d'ing®

NOTE 2 Les essais T; et T, peuvent étre
refroidir au cours du transfert de I'essai T; au T,

11.4 Vieillissement

Afin de vérifier si le vi

la fin de chaque
si tous les spéci

Phase 1 Si le

doivent pas.avoir fonctionné, a moins que les spécimens n'aient déja subi la phase 1, auquel
cas tous les spécimens peuvent avoir fonctionné.

Phase 3 T; — 10 K pendant deux semaines.

Phase 4 T; — 5 K pendant une semaine.

Phase 6 T; + 3 K pendant 24 h.

Les spécimens doivent alors étre refroidis dans la chambre d'essai jusqu'a une température
de moins de T; — 35 K.

Les essais sont considérés comme satisfaisant si tous les spécimens ont fonctionné.
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12 Protection contre la rouille

Les parties en fer ou en acier doivent étre protégées de la rouille par émaillage,
galvanisation, plaquage, ou d’autres moyens équivalents.

Exception: La protection contre la rouille n’est pas requise pour les parties en acier
inoxydable.

Les protecteurs thermiques fournis avec un ou plusieurs éléments en métaux ferreux ne
doivent pas étre affectés par la rouille éventuelle sur ces éléments.

13.1 Le fabricant doit soumettre au
températures assignées pour les prote
10.6 (Courant de coupurg

du 10.3 (Rigidité diélectrique) et du 10.4
précgnditionnement de [I’Article 9 (Exigences
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Annexe A
(normative)

Guide d'application

Les instructions de montage données par le constructeur du protecteur thermique doivent étre
suivies, tout particulierement dans le cas ou les protecteurs thermiques sont munis d'un
revétement de protection ou utilisés dans des enroulements imprégnés.

Les protecteurs thermiques doivent étre choisis de telle sorte que tou es Ie prescriptions
électriques principales, en ce qui concerne la résistance d'isolement ité iélectrique,
les I|gnes de fuite dans I'air et les dlstances d |solement soient respecté

NOTE Pour le matériel te
matériel.

Les contacts é
températures auxque

Les connections et les deivent pas se desserrer facilement a la suite de vibrations,
de chocs, d i et autres contraintes.

des connexions soudées éventuelles ne doit pas reposer

replié introduit_daqns ledtrou d'une cosse.

La résistance et la robustesse mécanique des accessoires utilisés dans le montage du
protectetr thermique doivent étre suffisantes. Les supports, les machoires ou les vis utilisés
paur.le montage du protecteur thermique dans son emplacement doivent supporter les forces
de-poussée et de traction, les couples, les vibrations et les variations cycliques de
température prévus dans les conditions normales de fonctionnement de I'appareil.

Le protecteur thermique monté doit étre suffisamment protégé contre les effets néfastes dus

au—ruissellementpossible—deliguides—provenant—du—matériel—par-exemple—auy—moven—de
Sa P P+ RateHe—pa—exehpte—ad—hRoyeh—ae

vvvvvvvvvvvvv
revétements.
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Annexe B
(normative)

Variante d'essai de vieillissement pour les protecteurs thermiques

o

Les protecteurs thermiques destinés a protéger les fers a repasser électriques ou. (a
température de maintien est de 250 °C ou plus et qui, en cas de défaillance, augmente
rapidement jusqu'a une température assignée de fonctionnement de 300 °C ou plus sne lsont
pas prévus pour subir I'essai de vieillissement décrit en 11.4.

La variante de I'essai de vieillissement est effectuée selon la déclarz

Cependant, toutes les autres prescriptions de la présente hc g e\respectées pour
correspondre a cette norme.

&
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Annexe C
(normative)

Essai de vieillissement aprés exposition a une chaleur conductrice

Aux Etats-Unis, la présente Annexe doit étre prescrite. Pour tous les autres pays, la présente
Annexe est applicable lorsque le constructeur le précise.

Exception: L’essai de vieillissement aprés exposition a
si le protecteur thermique est de type eutectique et e

C.2 Méthode

dans une étuve a air statique chauf ée electriguement; fabriquée selon I'Article C.6 puis
soumls a I’'essai decrlt de . . S ercle.d¥ I'étuve d’essai donné dans la Figure
S iXe _d'essaitel’que présenté a la Figure C.1. Le boitier

d’essai en aluminium ¢
de I'étuve d’essai.

C.21 Ensem

Un ensemble fixe d - 3 que présenté a la Figure C.1 consiste en une plaque
carrée en alumini ¢ > 229 mm et de 6,4 mm d’épaisseur, sur laquelle dix
attaches th i &\ S8 sont montées sur le périmétre extérieur de la plaque et

protecteur thermique\de la plaque en aluminium. Les conducteurs de chaque protecteur
thermique adjacentdgivent étre soudés ensemble pour former un circuit en série. La taille du
conducteur, son type ou la méthode de raccordement, choisis pour connecter le protecteur
thermique a la charge électrique ne doivent pas affecter de maniére significative la
température du protecteur thermique auquel la charge est connectée. L’ensemble fixe d’essai
peui*étre modifié de fagon que les 30 échantillons d’essai puissent étre essayés sur un
ensemble fixe d’essai. Plusieurs ensembles fixes d’essai peuvent étre utilisés avec des
echantillons divisés en plusieurs groupes.

C.2.2 Réglage de la température

L’ensemble fixe d’essai doit étre placé dans I'étuve d’essai du protecteur thermique, de méme
que le couvercle, avec les protecteurs thermiques sur la surface extérieure de la plaque en
aluminium. L’étuve d’essai doit envoyer la chaleur sur la plaque en aluminium et, par
conduction thermique, amener la chaleur de la plaque en aluminium au corps du protecteur
thermique. L’étuve d’essai doit avoir des valeurs assignées de 10 A, 120 V en courant
alternatif ou 230 V en courant alternatif.
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c.2.3 Conduite de température
La température de la plaque en aluminium et des protecteurs thermiques doit étre contrélée

tant que I'étuve d’essai reste sur «on». Pendant cette durée, le protecteur thermique doit
aussi étre chauffé comme si une charge de courant de 10 A a 120 V en courant alternatif était

conduite_de I'dlémeaent chauffant do 'dtuve d'essal connectde on série—avec les nrotecteurs
Lig

thermiques.

Exception: Si le protecteur thermique a une valeur assignée inférieure a 10 A, un circuit
séparé avec une charge extérieure établie pour le courant assigné du protecteur thermique
doit étre connecté au protecteur thermique. Le cycle de charge de courant doit étre effectué
simultanément avec I'élément chauffant de I'étuve d’essai. Chaque fois qu un protéecteur
thermique fonctionne, I'élément chauffant doit rester a I'état non alimentéjusqu’a ce.que le
protecteur thermique ayant fonctionné soit retiré et que le circuit d du. protecteur
thermique soit shunté.

C.24 Controle de température

soudé au cb6té le plus élevé du corps du protecteur thermi
la température la plus élevée doit étre utilisé pour co
I’étuve. La vérification de la stabilité de la températ
étre effectuée 24 h aprés le début de I'essai. A ce
(80 %) des protecteurs thermiques doit étre d

haute enregistrée.

C.3 Vieillissement

Phase A
Phase B
Phase C
Phase D
Phase E
Phase F
Phase G

10 K au-dessous de T;
5 K au-dessous de T
a T; plus 5 K. Les 30 protecteurs thermiques doivent étre soumis

T; est la températurg de fonctionnement assignée des protecteurs thermiques. Pour chaque
phase,(unhe tolérance de * K doit étre admise pour commander les périodes «on» et «offy de

'étuve“d’essai.

Le temps de charge de courant «on» de l'appareil essayé doit étre au moins de 5 s, mais
inférieur a 10 s selon les recommandations du constructeur. Ces valeurs peuvent étre
dépassées pendant les périodes de montée si la température de vieillissement requise de la

phacn impliqnén (Dhacn A 3 Phase G autorisant une tolérance de Y l(\ n'a pas—encore até
-6

atteinte par le protecteur thermique ayant la plus haute température et qui a été utilisé pour
commander la durée de la période «on» de I'étuve. Le protecteur thermique peut étre
alimenté ou non pendant la période de montée.

C.3.1 Fonction de refroidissement

Deux fois par semaine, I'étuve d’essai doit étre désalimentée et I'ensemble fixe d’essai
autorisé a se refroidir a la température ambiante. La durée du refroidissement doit étre de
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12 h les troisieme et cinquiéme jours de chaque semaine. Le temps total de vieillissement de
chaque phase ne doit pas comprendre la durée du refroidissement ou le temps pendant lequel
I’étuve d’essai est a I'arrét quand le protecteur thermique fonctionne.

C.3.2 Déclenchement prématuré

Si un protecteur thermique fonctionne avant de terminer la durée compléte du vieillissement,
le protecteur thermique doit étre shunté pour assurer la continuité du circuit. Pendant le
procédé de raccordement, les protecteurs thermiques restant ne doivent pas étre perturbés.
Des fils conducteurs complémentaires de type et de taille appropriés doivent étre utilisés.

C.4 Résultats

doit étre
I'essai

A la fin de I'essai, chaque protecteur thermique doit fonctionner tgKque préyvuxN
électriquement ouvert, et il ne doit pas y avoir de coupure du

prescrit dans I'Article C.5.

C.5 Essai de rigidité diélectrique

ye doit étre soumis a
escconductedrs ou les bornes du
'Ins@’es ai ont été ramenés a la

En référence a I'Article C.4, suivant I’essai, chaque
I'essai de rigidité diélectrique de 10.3, appliqué ¢
protecteur thermique ouvert aprés e les
température ambiante.

Dimensions en pouces et (millimetres)

Etuve d’essai

Plaque d’aluminium
/3
=<
NS
)
No
©
0=
—
e
\’Attache de sécurité
\/Protecteur thermique
9
(228,6)
Vue de dessus IEC 2770/02

Figure C.1 — Ensemble fixe d’essai typique
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C.6 Etuve d’essai

L’appareil d’essai doit consister en une étuve a air statique électriquement chauffé. Un
exemple typique de cette étuve est présenté a la Figure C.2. L’étuve doit étre située dans une
piéce sans tirage et la température ambiante doit étre maintenue raisonnablement constante

pendant I'essai.

L’étuve décrite a la Figure C.2 a un noyau double consistant en une grille non métallique et
un boitier d’essai en métal.

Les surfaces internes de I'étuve décrite a la Figure C.2 consistent en briques réfractaines.ou
en une surface de méme type qui protége de la chaleur radiante ou réduit les pertes de
chaleur. Les soudures et les joints doivent étre étanches.

chaleur rad|ante Les températures autour du protecteur therr Qive nregistrées
par des thermocouples situés a l'intérieur du bofitier métallig i
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W PO N o o0 A W N =

Brique réfractaixe a basse densité de I'étuve

Sectionide‘grille en'céramique de I'étuve

Wi

IEC 2771/02

Thérmocouple de commande de la température inséré au fond de I’étuve entre le boitier métallique et la grille

Bobine de chauffage encastrée dans la face intérieure de I'étuve

Elément chauffant en série avec le radiateur de I’étuve utilisé comme résistance ballast

Couvercle de I'étuve: 6,35 cm x 6,35 cm x 11,45 cm

6,35 cm x 22,85 cm x22,85 cm avec un trou de 8,25 cm x 8,25 cm

Figure C.2 — Etuve typique d’essai de protecteur thermique
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Annexe D
(informative)

Evaluation de la tenue de température étendue

La présente Annexe est applicable lorsque le constructeur le précise.

D.1 Essai de conditionnement de la tenue de température étendue

tension assignée. L’étuve d’essai doit étre construite selon I'Arti
I’exception des variations des dimensions hors tout et de I'insgrti

bornes d’essai fixes est présenté a la Figure D.1.

Chaque protecteur thermique doit étre connecté e ori xbornes dU dispositif d’essai

présenté a la Figure D.1. La cavité interne de I'étuv,
\al epaola\yvalelr assignée Ty _qq9- Un
ur contréler la température du

que la température de chaque échantillon soit
thermocouple doit étre relié a chaque protect
corps.

valeur T,_1go (déclarée e i 5 échantillons pour le rappel du temps
d’essai.

Tous les échan
fonctionner a la\{jri d it. Aprés la période de conditionnement, tous les

échantillons sauf d¢ & is a une charge de courant interrompu d’essai de
I’Article D.2. Leg” de hantillons restant doivent étre soumis a l'essai de température
assigné de fo ‘

D.2 s ant interrompu d’essai

Les échantillgnsidoivgnt étre placés dans une étuve d’essai qui a été stabilisée a 10 K en
dessous de .la température de fonctionnement assignée (T;) de [I'échantillon. Chaque
protecteurthermique est alors alimenté et la température de I'’étuve doit étre augmentée au
taux de.(2 £+ 1) K/min et I'essai doit étre poursuivi jusqu’a ce que le protecteur thermique
fongtienne ou que la température de I'étuve atteigne 30 K au-dessus de T;.

Chaque protecteur thermique doit couper la charge de courant spécifiée a la tension
spécifiée. Il ne doit pas y avoir de dommage aux conducteurs intégrés du protecteur
thermique. L’ensemble interne de chaque échantillon doit étre examiné visuellement aprés
I’essai interrompu. Il ne doit pas y avoir de soudure ou de brdlure ou de piqlre indues des

contacts ou du mécanisme de fonctionnement.
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A répéter pour quatre rangées
supplémentaires de
protecteurs thermiques

IEC 2772/02

NOTE 1 i e\c UiV mm?2 pour aller d’'un rang a I'autre des protecteurs thermiques a l'intérieur
et a I'extérié he e

les trous les plus$>proches\du cduvercle.

igure D.1 — Support typique de bornes d’essai fixes
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Annexe E
(normative)

Essai de vieillissement des enrobages

Aux Etats-Unis, la présente Annexe doit étre prescrite. Pour tous les autres pays, la présente
Annexe est applicable lorsque le constructeur le précise.

Ces essais s’appliquent aux enrobages et aux composés d’empotage. Aprés le condition-
nement spécifié ci-dessous, les échantillons doivent étre essayés pour déterminer les
valeurs critiques des propriétés électriques et mécaniques. La moyenne pour
chaque propriété des échantillons conditionnés doit étre au i oxde Na valeur
moyenne déterminée sur des échantillons non conditionnés.

ala température de I'étuve déterminée a partir ndurance thermique
respectives présentées a la Figure drature est la mesure de la
température normale de fonctionneme € a 60 °C. Les échantillons

court ou plus long a une tempé gvée ou plus basse peut étre utilisée
si cela est accepté par ¢ i mais une durée d’au moins 300 h
doit étre respectée.

9,
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Annexe F
(normative)

Prescriptions d’identification

Aux Etats-Unis, la présente Annexe doit étre prescrite. Pour tous les autres pays, la présente
Annexe est applicable lorsque le constructeur le précise.

La procédure décrite ci-dessous doit étre effectuée sur un nombre _d’échantillons” de

appareil d’analyse doté d’un calorimétre a balayage différent, de te¢s Comparer
a un matériau de référence qui est thermiquement inerte S gamme de
températures assignée d’'un matériau. La temperatur i
de reference d0|vent etre eleves a un taux prédéterminég

férmiques utilisant des éléments
btenu sur le matériau en utilisant un

pendant 1 min.
protecteur thermi
thermiques identifjé

au-dessous de 2§ m rface dcRun bain d’huile mlnerale chaude malntenu a 125 °C
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Annexe G
(informative)

Indélébilité du marquage 2

La conformité aux prescriptions de I'essai d’'indélébilité du marquage de I'Article 7 peut étre
vérifiée avec l'appareil présenté ci-dessous comme une variante a I'expression «en frottant
légérement». La partie principale de cet appareil est un disque de feutre a polir de qualité
dure et de couleur blanche dont le diamétre est de 65 mm et I'épaisseur de 7,5 min. Ce
disque est immobilisé en rotation et frotte sur la surface a essayer avec y Qrce mesudrable
de 2,5 N, sur une course de 20 mm. L'essai normalisé doit consiste alters-retours
(soit 12 tours de I'excentrique) effectués en 15 s environ.

Pendant les essais, la surface portante du disque de feutre e S Y duche de
tissu ouaté absorbant blanc, trempée dans de I'eau, c6té peluch {=

Dimensions en millimétres

10

Rondelles laiton
60 x 2,5

Crochet pour peson \

Feutre a polir dur, blanc
65x7,5

Papillon
IEC 2774/02

Figure G.1 — Appareil pour vérifier I'indélébilité des marquages

2 La Figure G.1 et sa description ont été reprises de la Figure 8 et des second et troisieme alinéas de A.1.4 de la
CEI 60730-1, avec de légeres modifications.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THERMAL-LINKS -

EQUIREMENTS-AND-APPLIGATION-GUIDE

-
”

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical gnd_electronic{ields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Spegcifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereaf{er referrad»to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i ittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prep
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordafis
agreement between the two organizations.

the latter.

5) IEC itself does not provide a

attestation of co Rity. der ificati i i i
xe 4 Q IEC mapks of conformity. IEC is not responsible for any

7) No liability shall afts dyees, servants or agents including individual experts and
members of its & 3 ittees and\1EC Na ghal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of ‘ar z ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising ou icatign, wsg of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is dr e N i efefences cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabjé forthe\corsectiap ation of this publication.

9) Attent|o Re possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
paten held responsible for identifying any or all such patent rights

This Consolig ersion of IEC 60691 bears the edition number 3.2. It consists of the
third edition (2 02-12) [documents 32C/321/FDIS and 32C/329/RVD], its amendment 1
(2006-09) ‘\[documents 32C/395/FDIS and 32C/400/RVD] and its amendment 2 (2010-02)
[documents 32C/425/FDIS and 32C/429/RVD]. The technical content is identical to the
base(edition and its amendments.

This Final version does not show where the technical content is modified by
amendments 1 and 2. A separate Redline version with all changes highlighted is
available in this publication.

This publication has been prepared for user convenience.
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International Standard IEC 60691 has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses,
of IEC technical committee 32: Fuses.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The basis for this standard is the harmonization of the US national standard UL 1020, fifth
edition (withdrawn 2003), and IEC 60691, second edition, together with its amendments 1
and 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments‘will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site ‘under
"http://webstore.iec.ch"” in the data related to the specific publication this date, the

publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.

@
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INTRODUCTION
Thermal-links, defined as non-resettable devices functioning once only without refunctioning,

are widely applied for the thermal protection of equipment in which, under fault conditions,
one or more parts may reach hazardous temperatures.

As these devices have several aspects in common with miniature fuse-links and are used for
obtaining a comparable degree of protection, this standard has endeavoured to lay down a
number of basic requirements for such devices.

@%
S
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THERMAL-LINKS -
REQUIREMENTS AND APPLICATION GUIDE

1 Scope and object

This International Standard is applicable to thermal-links intended for incorporation  n
electrical appliances, electronic equipment and component parts thereof, normally intended
for use indoors, in order to protect them against excessive temperatures under abrdormal
conditions.

NOTE 1 The equipment need not be designed to generate heat.

wires), provided that molten materials
the safe use of the equipment, especi
irrespective of its position.

d.c. and a rated curre

The object of thi@

This standard is not applicable to thermal-links to be used in circuits on a.c. with a frequency
lower than 45 Hz or higher than 62 Hz.

2/~ Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

£ el £ (] s ! H ! ) L
Ul e rererclicecu UotutriieTit (mierauiTyg dity dimticiiyutmicting ) aPpIics.

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements
Amendment 1 (2005)

IEC 60085:2004, Electrical insulation — Thermal classification
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IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking
indices of solid insulating materials

IEC 60216-1:2001, Electrical insulating materials — Properties of thermal endurance — Part 1:
Ageing procedures and evaluation of test results

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2002)

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire ba
Glow-wire flammability test method for end-products

d test methods —

IEC 60695-10-2:2003, Fire hazard testing — Part 10-2: Abnormal heg

IEC 60695-10-3:2002, Fire hazard testing — Part 10-3: Abnox q stress relief
distortion test

vertical flame test methods
Amendment 1 (2003)

IEC 60695-11-20:1999, Fire hazard %
methods

General requirements
Amendment 1 (2003)

3 Definitions

For the purp® Inte onal Standard, the following definitions apply.

3.1
clearance

shortest distance™in ajP between two conductive parts

3.2
creepage distance
shortest distance along the surface of insulating material between two conductive parts

3.3
holding temperature, T},
maximum temperature of the thermal-link at which it will not change its state of conductivity

during a speciried time under specified conditions

3.4

homogeneous series (of thermal-links)

series of thermal-links having common overall construction, deviating from each other only in
such characteristics that, for a given test, the testing of one or a reduced number of particular
thermal-links of that series shall be taken as representative for all the thermal-links of the
series
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3.5

interrupting current, /

value of the current that the thermal-link is capable of interrupting at rated voltage and under
specified circuit conditions

3.0

maximum temperature limit, T,

temperature of the thermal-link stated by the manufacturer, up to which the mechanical and
electrical properties of the thermal-link, having changed its state of conductivity, will not be
impaired for a given time

3.7

pilot duty
rating assigned to a switching device that controls the coil of anothe
device such as a solenoid, relay or contactor

o<meéchanical

3.8

portable equipment

equipment which is moved while in operation or which ca
another while connected to the supply

rom one place to

3.9
rated current, /,
current used to classify a thermal-link

3.10
rated functioning temperature, T

temperature of the thermal-link which\ caysesyit
detection current up to 10 load
3.1

rated voltage, U,
voltage used to
3.12
thermal element
metallic or i . exmaterial that is part of a thermal-link and is responsive to

temperature b hrapnge gté such as from solid to liquid at the temperature for which it is
calibrated

ge its state of conductivity with a

3.13
thermal-link
non-resettable device incorporating a thermal element, which will open a circuit once only
when_ exposed for a sufficient length of time to a temperature in excess of that for which it has
been‘designed

314

transient overload current, /

direct current pulse train which the thermal-link is able to withstand without impairing its
characteristics

3.15

type test

conformity testing on the basis of one or more specimens of a product representative of the
production
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3.16

extended holding temperature, T,,_490

maximum temperature at which a thermal-link can be maintained while conducting the rated
load current at the rated voltage for a period of 100 weeks which will not cause the thermal-
link to open circuit in accordance with extended holding temperature evaluation (see

A ImWY
MATITTOA I_I}

NOTE This is a rating for user consideration during the investigation of the end product.

3.17

conductive heat ageing test

CHAT

test to evaluate a thermal-link for use in an appliance (see Annex C)

NOTE |If it performs satisfactorily, the thermal-link will be assigned a CHAT rating. Thi
user consideration during the investigation of the end-use product.

or.end-product

4 General requirements

Adequate protection of the equipment against excessive temperature depends upon
the properties of the thermal-link but also to a large exten i\ ing of the thermal-

Thermal-links shall have adequate ic 5 nica) strength and shall be
constructed so as to withstand all ! { IV to be encountered during

When a thermal-link changes its state IV arc or flame shall be maintained, nor
material expelled that mightimpai ing atea or otherwise create a risk of electric

NOTE For thermal-links usingNype care should be taken to prevent molten material from short-
circuiting or bridging £reepa i ances in air, so as to reduce the risk of impairing the insulation
system of the equipﬁ}

not exceeding T,

e safety of the equipment with regard to risk of electric
shock hazard 2 i

n is impaired.

Unless otherw ecified, only tests that are not required to be performed inside an
environmental chamber and/or test oven shall be carried out under the following atmospheric
conditions:

Temperature: 15 °Cto 35 °C

Relative humidity: 25% to 75 %

Air pressure: 8,6 x 104 Pa to 1,06 x 10% Pa

NOTE 1 The required atmospheric conditions during testing can be controlled when carrying out the tests and
during the duration of the tests. The required atmospheric conditions do not have to be maintained in a test

loharatar whan tacte Ara At Aarfarmnd
uuuuuuuuu Y-WHReHRteStSare-Roetrperrorea-

Where the above-mentioned conditions have a significant influence, they shall be kept
substantially constant during the tests.

If the temperature limits given in this clause are too wide for certain tests, these shall be
repeated, in case of doubt, at a temperature of (23 + 1) °C.
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In every test report, the ambient temperature shall be stated. If the standard conditions for
relative humidity or pressure are not fulfilled during the tests, a note to this affect shall be
added to the report.

If the result of a test is influenced, to an appreciable extent, by the position and method of

mouniing of the specimen, the most unfavourable condition shall be chosen for the relevant
tests and recorded.

If a thermal-link has been specifically designed for use in a special type of equipment and
cannot be tested separately, the tests of this standard shall be performed in that equipment ©r,
in the relevant part of it, or similar.

If, in any of the tests carried out in acco
of the failure will be identified and corree

and the corrective action, at a minimum, that tesp sequr
number of revised specimens and no f the S

Exception: The b : ) st may be omitted if the thermal-link is constructed
without contacts.

NOTE 3 In the USA co ive hreat ageing test is required to be declared.
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Table 1 — Test schedule

Specimen groups

Clause or

subclause Test ANBlc!lpleleglgly I J
I Marking (rub test) X | X

9 Mechanical requirements

9.2* Tensile force X

9.3* Thrust force X

9.4* Bending/twist force X

10 Electrical requirements (

10.1* Creepage distances and clearances X‘ g\\
10.2* Temperature and humidity cycle conditioning X | X | X \ XN X X
12* Resistance to rusting (ferrous parts only) X | X | X <

10.3* Dielectric strength (if applicable) X | X /5?\ \

10.4* Insulation resistance (if applicable) X \X\ \ j

< N &

10.5* Resistance to tracking / A XRX

N

10.6 Interrupting current f\ N X
10.7* Transient overload current /\ /\ } )( L ‘\/7 X
11 Temperature tests \
11.2 Check on T, /5 & X
11.3 Check on Ty, followed by dielectri\wes@\ ] x | x
insulation resmtap& /\
)\/ X X x | x| x

11.4 Ageing

step 1 (optio

step S\(mapdaiorfy)
step andator 24 h

10.3 {\&j@\e\ctr st?éngh\ X | x X | x| x| x]x

10.4 Nasulion Yesistante x | x x| x| x|x]x

7 Marhhg\(vis | inspection only) X | X

NOTE 1 Forhomogenedus series, tests marked with an asterisk may be omitted for intermediate ratings.

NOTE 2 ( Ifythe conditions of voltage, power and current in c), d) and e) of 10.6.2 are not covered by one test,
a minimum of three samples should be tested for each condition.
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6 Classification

6.1 Electrical conditions

Withregardtoetectricatcomditions, the foltowimgtermsare used:

a) Voltage
1) AC
2) DC
b) Current
1) Resistive
2) Inductive
— Motor
— Pilot duty
— Electric discharge lamp

6.2 Thermal conditions

With regard to thermal conditions, the following ns are used:

a

Q O T

)

)

) T,
) CHAT
)

D

Th-100

6.3 Resistance :o tra
With regard to re
a) Proof tracking ji

b) Proof tracking\inde
c) Proof tra

7 Marking

Each thermal-link shall be marked with the following:

a). ‘type or catalogue reference;
b) manufacturer’s name or trade mark;

c) rated functioning temperature T; with or without the symbol T; followed by the number of
degrees Celsius (marked with °C or C):;

d) date code which identifies the date of manufacture and which does not repeat for at least
10 years, and a factory location or code, stamped on the thermal-link or the smallest
packaging.

NOTE 1 If there is only one factory, the factory location may be omitted.
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The rated functioning temperature T; may be omitted if a different type or catalogue reference
is employed for each different functioning temperature.

Where size permits, additional markings such as rated voltage followed by V, rated current
followed by A, and other optional markings as needed, may be placed on the thermal-link.

Marking shall be indelible and legible.

Indelibility is checked by trying to remove the marking by rubbing lightly for 15 s with a piece
of cloth soaked with water. Legibility is checked by inspection. After the ageing tests of 114,
compliance is checked by inspection.

NOTE 2 Instead of “rubbing lightly” the apparatus shown in Figure G.1 may be used.

accordance with a), b), ¢) and d) above shall be printed on the
reference to this standard.

Compliance is checked by inspection.

8 Documentation

The manufacturer shall provide in hig"t icd catalogues or instructional

a) classification in accordance with Clau

3) rated voltage

C) egnating fluids or cleaning solvents;
d) ink in the equipment.
e) intended to be replaced.

NOTE 3  Catalogue ot reference numbers should define those parameters such as temperature, current and
voltagey which together classify a thermal-link.

9 Mechanical requirements

Jhermal-links shall have adequate mechanical strength and stability so as to withstand the
stresses likely to be encountered during handling, normal use and fault conditions of the
relevant end-use equipment.

Tab terminals shall be constructed in accordance with [TEC 61210.

Current-carrying parts shall be constructed in such a way that contact pressure is not
transmitted through non-metallic material other than ceramic, or any material considered as
having sufficient dimensional stability over the range of temperatures to be expected, unless
there is sufficient resilience in the corresponding metal parts to compensate for any shrinkage
or distortion of the non-metallic material.
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Current-carrying parts shall have the necessary mechanical strength, be capable of carrying
the rated current and shall be of a material that is acceptable for the particular application.

For current-carrying parts, temperature limits should be considered according to Table 14.1 of
IEC 60730-1.

Friction shall not be used to secure uninsulated live parts (including terminals) to supporting
surfaces if there is a risk of such parts turning or shifting their position, resulting in the
reduction of spacings to less than those required elsewhere in this standard. The security of
contact assemblies shall be such that alignment of contacts is maintained.

Leads and terminal parts shall be secured so that stress on them during_installation”and
normal use does not impair operation of the thermal-link. Thermal-lin g seals with
M- from the

thermal-link seal.

Exception: Leads may be bent less than 3 mm from the seal if

a)
b)
Thermal-links with leads smaller than™Q,21\q d“with application instructions
that instruct the user how to mount the i squi taking into consideration the
device's temperature response. The ip Y also include guidance on the effects
that movement and vibration in the € ave on the thermal-link's terminals,

A terminal for a sold 3 > provision, such as a hole, for holding the
conductor independen {

Compliance‘is cheeked by the lead secureness tests of 9.1. Mounting and securement
instructions*shall be provided with thermal-links for the manufacturer of the end-product in
accordance with Annex A.

L° | Lead secureness tests

If force applied to thermal-link wire leads causes breakdown of one or more parts leading
directly or indirectly to stress being applied to the operating mechanism, the tests described in
9.2, 9.3 and 9.4 shall be conducted. There shall be no displacement of parts that would tend

fo reclose a thermal-Tink or reduce creepages or clearances as a result of the tesis specified
in 9.2 and 9.3. There shall be no displacement of parts other than the wire leads as a result of
the test specified in 9.4.

9.2 Tensile test

The thermal-link shall be supported in any convenient manner in order not to damage it
and a tensile force as specified in Table 2 shall be applied to each lead for 1 min.
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9.3 Thrust test
The thermal-link shall be supported using any convenient means such that it is not damaged

and a thrust force as specified in Table 2 shall be applied to each lead for 1 min at a distance
of 2 mm from the thermal-link.

9.4 Bending/twist test

The thermal-link shall be rigidly supported such that it is not damaged. Each lead shall be
bent through 90° at a location 10 mm from the body of the thermal-link and then twisted
through 180° as shown in Figure 1.

Thermal-link
rigidly supported

Step 1: Ben

Step 2: Twist

IEC 2769/02

Figure 1 — Bending/twist test
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Table 2 — Strength of terminals — Minimum required tensile and thrust test forces

Nominal cross-sectional area of the terminal, A Tensile force Thrust force
2
mm N N
Up to and including 0.05 1 0.25
Over 0,05 up to and including 1,2 20 x A 5x A
Over 1,2 40 8

NOTE A is the nominal cross-sectional area of the terminal in mm?.

10 Electrical requirements

determined by the voltage source in the circuit. Curr
together with their terminals, are usually isolated from m
metal enclosures and the like, by insulating material.

10 and IEC 60695-11-2

Exception: Seals and petting
subjected to the seal ageing fest specifi

NOTE 1 The rated voliag
voltages.

NOTE 2 The vg al-link should be based on the source voltage in the circuit. The voltage
rating for the i nt-carrying parts of such devices and the enclosure may be increased by
additional i ; e dirapping the thermal-link in insulating foil.

The creepage distarices and clearances between current-carrying parts (contacts together
with theitsterminals) and the outside of the thermal-link housing including insulated metal
partscthereof, shall be not less than the values in Table 3. The values indicated are absolute
minimum values and inclusive of manufacturing tolerances.

These distances do not apply between the open contacts of a thermal-link.

Compliance is checked by measuring the distances concerned.
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Table 3 — Creepage distances and clearances
(absolute minimum values)

Rated voltage, U, Clearance Creepage distances

\Y mm mm

0- 32 0,2 0,53
33 - 50 0,2 1,2
51-125 0,5 1,5
126 - 250 1,5 2,5
251 - 400 3,0 4,0

401 - 690 4,0 53/9'\

NOTE 1 The clearances/creepage distances are specified according to IEC 60664-1.

NOTE 2 The values specified are for typical applications of thermal-links assumin
a) continuous voltage stress;
b) altitude of 2 000 m;

c) basic insulation;

d) inhomogeneous field;

e) overvoltage category Il;

f)  pollution degree 2;

g) material group llla.

rances/creepages will
be necessary as per IEC 60664-1.

NOTE 3 If conditions are different from those specified in& 2, adjustments in ¢

10.2 Humidity conditioning

Thermal-links shall not be adversely influe idity present in the ambient conditions

< i y subjecting the specimens to the
temperature and humidi ioning ifitd below, followed immediately by the
tests for dielectric stremgth '

For temperature

to three compIé@
immediately (withi
followed by 8 h af

operated, and also aftfer having been subjected to the tests of 10.2.

Compliance is checked by applying the following voltage test immediately after the tests of
10.2, if applicable, and also after the temperature tests of Clause 11.

Test voltages shall comply with the values indicated in Table 4.

The insulation is subjected to a test voltage with a substantially sine-wave form having

g frequency between45Hzand 62 Hz

Initially not more than half the prescribed voltage is applied. It is then raised with a rate of rise
of approximately 500 V/s to the full value.

Immediately after the humidity test, the enclosure shall be wrapped in metal foil and the test
voltage shall be applied for 1 min across the disconnection and between the live parts and the
metal foil.
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The specimens are deemed to comply with the requirements if no flashover or breakdown
occurs.

NOTE A power transformer with an output of not less than 100 VA is recommended for this test.

Between Test voltage
Live parts and enclosure 2U,+1000V
Disconnection (between open contacts) 2 U,

10.4 Insulation resistance

The insulation resistance of thermal-links shall be adequate botb
changed their state of conductivity, and also after having been j
of 10.2.

and after having operated in the temperature test of C > i latigh resistance shall
be measured with a d.c. voltage of 2 U, between th enclosure, wrapped
in metal foil if applicable, and between the termin

If insulating material used“forthe
exposed during >

10.6.1

A thermal-link shall interrupt the applicable test current specified in Table 5 at 1,1 times the
rated voltage, U, under the conditions specified in items a) to i) of 10.6.2. There shall be no
damage to the integral leads of a thermal-link. The case of an enclosed element shall remain
intact. The 3 A fuses specified in items a) and b) of 10.6.2 shall not function (open). An
exposed element shall not arc to adjacent metal parts and material shall not be expelled
which may harm the surrounding area.

10.6.2 Specific conditions

a) Any noncurrent-carrying metal part that is an inherent part of the thermal assembly and
that may be bonded electrically to a normally-earthed exposed part of the end-product
shall be connected through a 3 A fuse to earth.
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Table 5 — Test current for interrupting test

Type of rating Rated in Test current Power factor
AC amperes 1,5 times rated current 0,95-1,0
Resistive
DT amperes T,5 times rated current =
Inductive AC amperes 1,5 times rated current 0,6
AC locked rotor 6 times full-load current @ 0,4-0,5
amperes (LRA)
Motor
DC 10 times full-load rated
amperes -
current
Pilot duty AC volt-amperes b /\0 35
Electric discharge lamp AC amperes 4 times rated current

@ Or the specified value, such as horsepower, if locked rotor ampere rating is
b See point f) of 10.6.2.

c) The test circuit shall ha i in a range of 100 % to 105 % of the
i is Acceptable to both the manufacturer and

d) If a thermal- 9 ihg at more than one voltage, a test at the highest
ive of tests at the lower voltages.

f) For the test load shaII conS|st of an

voltage and)wolt-ampere rating of the thermal-link. For an alternating current thermal-link,
the power. factorghall be 0,35 or less and the inrush current characteristic of the coil shall
be 10:times the normal current. The test shall be conducted with the armature closed.

g) Compliance is checked by the following test. For thermal-links rated 249 °C or lower, the
sample shall be placed in a test oven, stabilized at a temperature of T;—12K or as
declared by the manufacturer, but not higher than 2 K below the lowest tolerance. For

thermal-links rated at 250 °C or higher, and a tolerance of T; ° o+ the sample shall be

placed in a test oven, stabilized at a temperature of T;—22 K, or as declared by the
manufacturer, but not higher than 2 K below the lowest tolerance. The temperature of the

oven shall then re-stabilize. All thermal links, rated 249 “C or lower, and 250 °C or higher,
shall then be energized and the oven temperature increased at the rate of (2 + 1) K/min
and the test shall be continued until the thermal-link functions or the oven temperature
reaches 30 K above T;.

NOTE 1 The thermal-link may operate immediately after being energized, in which case the temperature
increase of (2 + 1) K is not necessary and the test may be stopped.

h) The oven temperature may be monitored by means of a thermocouple attached to an
identical but non-functioning thermal-link mounted adjacent to the samples under test.
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i) A thermal-link that is rated for controlling an alternating-current motor is acceptable for
alternating current pilot duty without further interrupting current tests if, during the original
interrupting current test, the power factor was 0,5 or less, and if the pilot duty inrush
current at the same voltage is not more than 67 % of the rated locked rotor current (LRA)
of the device.

After these tests, the insulation resistance shall comply with the requirements of 10.4.

NOTE 2 The main purpose of this test is to evaluate the mechanical and electrical integrity of the thermal-link to
interrupt a certain load.

10.7 Transient overload current

Thermal-links shall withstand repeated current surges, considered as being normal jin, most
applications.

Compliance is checked by the following test, performed under nor
in Clause 5 (i.e. room ambient conditions).

DC current pulses, with an amplitude of 15 /. and a duratio
applied for 100 successive cycles through the current pat

After the test, there shall be no interruption of the c
of this standard.

10.8 Limited short-circuit test

10.8.1 General

If the limited shaorf>gircui
the test need no

10.8.2 Method

shall be cqndycted ithin £5 % tolerance of the rated voltage U,. The thermal-link
shall be onnested &s with a non-renewable fuse properly selected for the application in

\ \8: e circuit shall limit the current to the applicable value specified in
Table 6, meagtired without the thermal-link in the circuit. The power factor of the circuit shall
be 0,9 — 1,0, unless a’lower power factor is acceptable to both the manufacturer and the end
user. The_thermal-link shall be connected in the circuit by two 915 mm lengths of copper wire
having(a)'cross-sectional area as indicated in Table 10.2.1 of IEC 60730-1. Cotton shall
surround the thermal-link, or a metal screen located 50 mm away - or less if acceptable to
bath\the manufacturer and the end user — from all parts of the thermal-link during the test.
Each thermal-link shall be subjected to one test.
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Table 6 — Limited short-circuit test capacity

Combined rating of thermal-link Short-circuit cagamty
(amperes)
Voltamperes. Voltamperes. Voltamperes. [ . A s e 90V
single-phase three-phase direct current | o1ocpowel A vV RS eo T VAT DI
0-1176 0- 832 0- 648 | 0to0,5 0-0,375 200 1 000
1177 — 1920 833 — 1496 649 — 1140 | Over0,5to 1 [ Over 0,375 1000 1000
to 0,750
1921 -4 080 1497 -3 990 1141 -3 000 | Over1to3 Over 0,750 2 000 5000
to 2,250
4 081 -9600 3991-9145 | 3001 -6960 | Over3to7,5 | Over 2,250 3 500 5,000
to 5,600
9 601 or more | 9 146 or more | 6 961 or more | Over 7,5 Over 5,600 /\\t'KOOOK

# For the fluorescent lamp ballast test, the limited short-circuit test capamt%\ }({\ \\)

10.8.3 Fuse size (rating)

The fuse size for the limited short-circuit tests shall bg?

Twenty amperes for a thermal-link rated 0
126 V to 690 V, unless a larger fusg'sjze is n

400 % of the full
and 225 % of the fi

based on the
300 % to 400

se in electric space—heating equipment, based on 125 %
% of the ampere rating results in a value for which there is no
largest fuse size shall be used.

If acceptable ima€cordance with the end-product requirements, a smaller fuse size than
specified in ¢) through f).

11 «Temperature tests

The characteristic temperatures of thermal-links shall comply with the values and tolerances
as declared by the manufacturer and with the requirements of this clause.

el

£ o : 4 + - 1 T P 1 () 41
e Tancuaormmy termprdaiurc, lf, ST TTOU DT TTTITUCTILCU Uy U

Ib'lllldi dgc;llg.

Compliance is checked by subjecting specimens to one or more tests mentioned below, in the
order given in Table 1.

O
di

peration of thermal-links shall be signalled by suitable means, for example,
odes with series resistors limiting the signal current to a maximum of 10 mA.

light emitting
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Operation of thermal-links shall be checked after each test step.

In order to obtain the required accuracy of temperature settings, indicated test temperatures
shall be measured with an accuracy of +1 K of the nominal temperature up to 100 °C and
+1 % of the nominal temperature above 100 °C.

Care shall furthermore be taken that temperature differences in that part of the oven where
the specimens are tested, do not exceed at any point:

+0,5 % of the nominal temperature higher than 200 °C; and

+1 K at the nominal temperature of 200 °C or lower.

NOTE This may be obtained for example by placing the specimens within a thick-walled ium boex ‘'mounted

in such a way that it is not in direct contact with the internal walls of the oven.

11.1 Holding temperature, T},

If requested by the manufacturer, the specimen(s) is (are) su pecified time
under conditions as declared by the manufacturer.

11.2 Rated functioning temperature, T;

5 min apart are within 1 K of each other. : 0/°C or higher, the thermal-links
k wanufacturer, but not higher than 2 K
below the lowest tolerance. The temperé gn be stabilized, shown when two
consecutive readings take | i of each other. The temperature shall
then be increased steadi 4 ; tween 0,5 K/min to 1 K/min, until all

than 250 °C, shall €
manufacturer, o
higher, the recorded’tem

T: — 20 K if no decla

shall be not less than as declared by the
is made. For thermal-links rated at 250 °C or
not less than that declared by the manufacturer, or
ermal-links rated lower than 250 °C, or higher than

0 o

The specimensyshall\be subjected to T, .

maintainedhat T, _g °C, a dielectric test per 10.3, and an insulation resistance test per 10.4,

shall be conducted.

C for a period of 10 min. With the samples

No-flashover, breakdown or refunctioning shall occur. At the conclusion of this test all
specimens shall have functioned.

NOTE 1 |If it is deemed necessary to overcome possible effects of thermal inertia of the specimens and any
necessary connections, and also to facilitate the introduction of the specimens into a suitable heating chamber, it is
recommended, where possible, that the specimens be inserted into a sand box maintained at T,,.

NOTE 2 The T; and T, tests may be conducted in separate equipment and samples may cool down during
transfer from the T; to T,, test.

11.4 Ageing

In order to verify whether ageing at high temperature has a deleterious effect, thermal-links
shall be subjected to the following series of test steps. The temperature shall be maintained
constant within +1 K. Any specimens remaining intact at the conclusion of each step shall be
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submitted to the next step. Conformity shall be considered satisfactory if all specimens have
functioned after the first two steps:

Step 1 - If requested by the manufacturer, the specimens are subjected to a temperature
chosen between T; — 15 K and T, for a period of three weeks. At the conclusion of the test, at

least 50 % of the specimens shall not have functioned.
The following tests are mandatory:

Step 2 T;-15 K for three weeks. At the conclusion of the test, at least 50 % of (the
specimens shall not have functioned unless the specimens have already been submittedto
step 1, in which case all specimens may have functioned.

Step 3 T; - 10 K for two weeks.
Step 4 T; — 5 K for one week.

Step 5  T; - 3 K for one week.

Step 6  T;+ 3 Kfor 24 h.

The specimens shall then cool in the teg

other equivalent means

Exception: Corros

After the test, the cimens are dried in air at a suitable temperature and the ferrous parts
shall shows'no sign of rusting that might impair the performance of the thermal-links in the
sense-of this standard.

13- Manufacturer’s validation programme

The manufacturer shall conduct regular inspections for production control and tests for
validating performance per 13.1 and 13.2.

13.1 The manufacturer shall test three samples each, for all temperature ratings for thermal-
links, once every two years for 10.6 (Interrupting current), 11.2 (Rated functioning
temperature) and 11.3 (Maximum temperature limit) followed by the tests of 10.3 (Dielectric
strength) and 10.4 (Insulation resistance). The pre-conditioning tests of Clause 9 (Mechanical
requirements) may be omitted.

13.2 The tests of 10.6 shall be conducted on
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a) the highest voltage rating,

b) the highest current rating,

c) both a) and b) on the resistive and inductive ratings.

Non-compliance in any of the tests shall he subject to a review and repetition as per Clause 5

@@
S
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Annex A
(normative)

Application guide

Instructions for mounting given by the manufacturer of the thermal-link shall be followed,
especially in the case where thermal-links are provided with a coating or used in impregnated
windings.

verified that mechanical
contacts.

Electrical conne
may be exposed In

Connectors and
the like.

Soldered
rigidity bu
terminal.

The mechanical strength and rigidity of the hardware used for mounting the thermal-link shall
be adequate. Brackets, clamps or screws used for mounting the thermal-link shall withstand
thrust_and tensile forces, torques, vibrations and cyclic temperature changes expected during
narmal operating conditions of the equipment.

The mounted thermal-link shall be adequately protected from harmful effects produced by
possible spillage of liquids from the equipment, for example by covers.
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Annex B
(normative)

Alternative ageing test for thermal-links with T, greater than 250 °C

for-use-in-electric-irons

Thermal-links used to protect electric irons where the normal holding temperature is 250 °C.©Or
greater and which, in the event of failure, rises rapidly to a functioning temperature of 300 °C
or higher, are not required to follow the usual ageing test described in 11.4,

standard.

&
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Annex C
(normative)

Conductive heat ageing test

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Clause is
applicable when declared by the manufacturer.

C.1 Conductive heat ageing test

The following conductive heat ageing test shall be conducted on the
of 175 °C or above. The test is optional for thermal-links with a T; ra

Exception: The conductive heat ageing test may be omitted if
type and is constructed without contacts.

C.2 Method

Thirty samples shall be subjected to consisting of ten sample
thermal-links, shall be secured to a test fix laced on an electrically heated
static-air test oven constructed in accord bjected to the test described in
C.2.1 through C.4. The oven cover of thie test owe hown in Figure C.2, shall be replaced
with the test fixture assembly as show [ ¢ aluminium test box section and the
ceramic oven liner section ¢ removed from the test oven

Cc.21

A typical test fix S inFigure C.1 consists of an aluminium plate, 229 mm
x 229 mm and 634 i i ben thermal securing clips are mounted on the outer
perimeter of the p eclire the thermal-link to the surface of the plate. An
electrical insulatq i of two rayers of 0,075 mm thick polyamide film and a nominal
total thickness. of Q,1 Rall be-placed around each thermal-link to electrically insulate it
from the alu eads of each adjacent thermal-link shall be welded together to
form a series\circui wite/Size, type of wire, or termination method selected to connect
the therfal- ctrical load, shall not significantly affect the temperature of the
thermal-lin ad is connected The test fixture ‘may be mod|f|ed so that all 30 test

the samples d|V|de nto multiple groups.

C.2.2 Temperature setting

The test fixture assembly shall be placed on the thermal-link test oven as the cover, with the
thermal-links positioned on the outside surface of the aluminium plate. The test oven shall
apply heat to the aluminium plate and, by thermal conduction, conduct heat from the
aluminium plate to the body of the thermal-link. The test oven shall be rated 10 A, 120 V a.c
or 230 V a.c.

Cc.2.3 Temperature behaviour

The temperature on the aluminium plate and the thermal-links shall be controlled by the
length of time the test oven remains “on”. During the “on” period, the thermal-links shall also
be heated as a result of conducting a load current of 10 A at 120 V a.c. from the heating
element of the test oven connected in series with the thermal-links.
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Exception: If the thermal-link is rated less than 10 A, a separate circuit with an external load
set for the thermal-link rated current shall be connected to the thermal-link. The load current
shall be cycled concurrently with the test oven heating element. Whenever a thermal-link
opens, the test oven heating element shall remain off until the open thermal-link is removed
and the thermal-link test location is bypassed.

C.24 Temperature monitoring

The temperature of each thermal-link shall be monitored by a thermocouple welded to the
uppermost side of the thermal-link body. The thermal-link having the highest temperature
shall be used for controlling the length of the oven “on” period. Verification of the stability)of
the temperature of the thermal-link body shall be determined 24 h after the start of the)test.
At that time, the temperature of eight out of ten (80 %) thermal-links sh within2 K of
the highest monitored temperature.

C.3 Ageing

The thermal-links shall be aged as described in the following ste (¢ eight weeks
plus one day or until they function:

Step A 336 h (2 weeks) at 35 K below T; ;
Step B 336 h (2 weeks) at 25 K below T; ;
Step C 168 h (1 week) at 20 K below
Step D 168 h (1 week) at 15 K belo
Step E 168 h (1 week) at 10 K belo
Step F 168 h (1 week) at 5 K belo
Step G 24 h (1 day) af

T; is the rated fungtion
shall be used fo@

thermal-link ay not be energized during the ramp-up period.

C.3.1 Cooling operation

Twicé_each week, the test oven shall be de-energized and the test fixture allowed to cool to
roem ‘temperature. The cool-down period shall be for 12 h on the third and fifth day of each
week. The total ageing time for each step shall not include the cool-down period or the time
when the test oven is off due to a thermal-link functioning.

C.3.2 Premature operation

If a thermal-link functions prior to completing the total ageing period, the thermal-link shall be
bypassed in order to retain continuity of the series circuit. During the reconnection process,
the remaining thermal-links shall not be disturbed. Additional wire leads of proper size and
type are to be used.
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C.4 Results

As a result of the test, each thermal-link shall operate as intended, shall be electrically open,
and there shall be no dielectric breakdown as a result of the test prescribed in Clause C.5.

C.5 Dielectric strength test

With reference to Clause C.4, following the test, each thermal-link shall be subjected to the
dielectric strength test of 10.3, applied between the leads or terminals of the opened thermal-
link after the test samples have been brought to room temperature.

Dimensions i and (millimetres)
Test
3 1.5 umihjum'pla
(76,2) | (38,1)
SO\
A

/
4
b,

8)

7
(

9
(228.6)
/
(38,1)

\’Securing clip
\/Thermal-link

QS

N NG28.6)

Top view IEC 2770/02

gure C.1 — Typical test fixture assembly

C.6 Test ove

The test apparatus shall consist of an electrically heated, static-air oven. A typical example of
such‘an oven is shown in Figure C.2. The oven shall be located in a room free of draughts
andithe ambient temperature shall be maintained reasonably constant during the test.

The oven described in Figure C.2 has a two-section core consisting of a non-metallic oven
liner and a metal test box.

The interior surfaces of the oven described in Figure C.2 consist of a firebrick or a like type of
surface which shields radiant heat and reduces heat loss. Seams and joints shall be tight.

The inner metal test box of the oven described in Figure C.2 has 6,4 mm thick walls. The test
box shall rest on inorganic blocks and shall be shielded from radiant heat. The temperatures
around the thermal-link shall be monitored by thermocouples located inside the metal
test box.
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The temperature regulating system of the oven shall be such that the temperature of the air
at the test location is maintained within 0,5 K.

IEC 277102
Key

Low-density fire brick oven

Ceramic oven liner section

Temperature controlling thermocouple inserted at the base of the oven between test box and oven liner
Heating coil recessed in inside face of oven

Heating element in series with oven heater used as ballast resistor

Oven cover: 6,35 cm x 6,35 cm x 11,45 cm

6,35 cm x 22,85 cm x 22,85 cm with a hole 8,25 cm x 8,25 cm

W > N O O AW N =

Figure C.2 — Typical thermal-link test oven
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Annex D
(informative)

Extended holding temperature evaluation

This Annex is applicable when declared by the manufacturer.

D.1 Extended holding temperature conditioning test

securing the thermal-links. A typical example of the terminé
shown in Figure D.1.

?0 K for all 25 samples

The temperature tolerances maintained ; all be

during the first two weeks of conditionjing
least 20 of the 25 samplesAfor the reminde

bhe Ty_400 Value (stated in °C) for at

until the therma

ink fynctions or the oven temperature reaches 30 K above Tj;.

Each thermal-link shall break the specified load current at the specified voltage. There shall
be ne"damage to the integral leads of the thermal-link. The internal assembly of each sample
shall be visually examined after the interrupt test. There shall be no welding or undue burning
or_pitting of the contacts or operating mechanism.
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Repeat for four additional
rows of thermal-links

IEC 2772/02

NOTE 1 Use, 3;3 mm2 copper wire to jump from row to row of the thermal-links and in and out of the box through
the hole jmthe lid.

NOTE(2 y Secure thermocouple leads to thermal-link body. Exit box through the nearest hole in the lid.

Figure D.1 — Typical terminal block support test fixture
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Annex E
(normative)

Seal ageing test

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Annex is
applicable when declared by the manufacturer.

This test applies to seals and potting compounds. After the conditioning, specified below,
the samples shall be tested to determine critical electrical and mechanical prqoperty,values.
The average value for each property on the conditioned samples shall be\at least\b0-% of the
average value determined on unconditioned samples.

Exception: Seals and potting compounds need not be tested | Wply with the
relevant standard.

temperature determined from the respective thermal/enduranee(profile pe in Figure E.1. The
temperature index is the measured normal operating f h, but not less than

Exception: On the same thermal endura ine)as_shown in Figure E.1, a shorter or
longer time at a higher or lower oyen e, respectively, may be employed if
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Annex F
(normative)

Identification requirements

In the USA, this Annex is required to be declared. For all other countries, this Annex is
applicable when declared by the manufacturer.

The procedure described below shall be conducted on a number of samples of thermal-links

employing eutectic-type elements for identification purposes.

The thermal activity of the thermal-link's alloy, determined by malanalysis
apparatus employing a differential scanning calorimeter, shall be compare ference
material that is thermally inert over the range of temperaturé Tati \atérial. The
temperature of the sample and reference material shall be r iMed rate and
the thermal differential between the two materials shall b icalyrecorded on the Y axis
against increasing temperature on the X axis. This gra e’thermally active
temperature range, i.e. the endothermic melting point of the ple waterial. This point is

G f e¢mploying organic-material
elements. An infrared spectrum shallN\be obtai aterial by use of an infrared
spectrophotometer. Sampling methods i IS

shall be recorded.

indicating that the the

identified as sealf.
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Annex G
(informative)

Indelibility of markings'

Compliance with the marking indelibility testing requirements of Clause 7 may be checked
with the apparatus shown below as an alternative to the phrase “rubbing lightly”. The principal
part consists of a disc of hard white buffing felt, 65 mm in diameter and 7,5 mm thick. Thislis
locked against rotation and is arranged to move across the surface to be tested with a-stroke
of 20 mm and to exert a measurable force of 2,5 N on this surface. The sfandatd testishall be
12 strokes (i.e. 12 rotations of the eccentric) and shall take approximate

During the test the appropriate part of the buffing disc is coveré
absorbent lint soaked with water with the nap surface external.

nensions in millimetres

10 ) )
48 rev/min Mild steel strip

"

Hook for spring balance Brass washers

S~ 60 x 2,5

Hard white buffing felt
65 x 7,5

Wing nut
IEC 2774/02

Figure G.1 — Apparatus for testing durability of markings

1 Figure G.1 and its description has been adapted from Figure 8 and the second and third paragraphs of A.1.4 in
IEC 60730-1, with slight modifications.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROTECTEURS THERMIQUES -

PRESCGRIPHONS-ETGUIDE-D-ARPRPLIGATHON

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La’ CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nermalisation<dans les
domaines de |'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activifés — publie des. Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spés flcatlons aceessibles au

public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur, € sonfiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le Sujei\traite\petiy participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, e participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Ipfecnation ion (ISO)
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions représententy dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné q Saqmités\nationaux de la CEI

sont entrepris afin que la CEI

s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses pdbl i e_peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpfétation gdi\en i onque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité interna tlonaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transpareqte i de la CEl dans leurs publications

nationales et régionales. Toutes divergenge Rublications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes dpiveni-&tre indiquié termes clairs dans ces derniéeres

5) La CEl elle-méme ne fourni anformjtenDes organismes de certification indépendants
fournissent des services Kévalva dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de la CEI des services effectués par les organismes de
certification indépendan{s

6) Tous les utilisateups doiyent S i € possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respon it <é \ tée ada CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cowpri & i grs et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CE Sjudice~cauge en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelqug dgirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les ep {_de Aa publication ou de Il'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de IaxCEI,qu au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée érehces normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référengeées est obligatdire Rour uhe application correcte de la présente publication

9) L’attentior_est ajfireg Su it que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droifs.d .¥a CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de brevets et.dé~ne pas\avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEl 60691 porte le numéro d'édition 3.2. Elle comprend
la troisiéme édition (2002-12) [documents 32C/321/FDIS et 32C/329/RVD], son
amendement 1 (2006-09) [documents 32C/395/FDIS et 32C/400/RVD] et son
amendement 2 (2010-02) [documents 2C/425/FDIS et 32C/429/RVD]. Le contenu
technique est identique a celui de I'édition de base et a ses amendements.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique
par les amendements 1 et 2. Une version Redline montrant toutes les modifications est

disponible dans cette publication.

Cette publication a été préparée par commodité pour l'utilisateur.
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La Norme internationale CEl 60691 a été établie par le sous-comité 32C: Coupe-circuit a
fusibles miniatures, du comité d'études 32 de la CEIl: Coupe-circuit a fusibles.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme est fondée sur I’harmonisation de la norme nationale américaine, UL 1020,
cinquieme édition (annulée en 2003), et de la CEI 60691, deuxieme édition, avec ses
amendements 1 et 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEL' sous
"http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publication recherchée. A ceite/date,
la publication sera

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

@%

e amendée.

@
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INTRODUCTION

Les protecteurs thermiques, définis comme des dispositifs n'étant pas réutilisables, fonction-
nant une seule fois sans réutilisation, sont trés employés pour la protection thermique des
appareils dans lesquels, lors de fonctionnements anormaux, une ou plusieurs parties peuvent

atteindre des températures excessives.

Puisque ces dispositifs possédent plusieurs points communs avec les fusibles miniatures et
qu'ils sont utilisés pour obtenir un niveau de protection comparable, I'effort s'est orienté, dans
cette norme, de fagon a établir une série de spécifications principales pour de tels composants.

@%
S
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PROTECTEURS THERMIQUES -
PRESCRIPTIONS ET GUIDE D'APPLICATION

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux protecteurs thermiques destinés a étre
incorporés dans les appareils électriques, le matériel électronique et ses composants;
normalement utilisés a l'intérieur d'un local, afin de les protéger contre les températures
excessives lors de fonctionnement anormal.

NOTE 1 L'appareil peut ne pas étre prévu pour produire de la chaleur.

NOTE 2 L'efficacité de la protection contre les températures excessives dépend JogiguementdeNa position et du

mode de montage du protecteur thermique ainsi que du courant qui le traverse.

présente norme.

dans leurs formes les plus simples
Z |le matériau fondu, expulsé pendant

Cette norme peut s'appliquer aux prot
(par exemple les lames ou les fils de

Cette norme est
690 V en cour

pas 63 A.

ermiques dont la tension assignée n'excéde pas
continu, et dont le courant assigné n'excéde

a) a établir d griptions yriformes pour les protecteurs thermiques,
b) a défi

c) a fournir
appareils.

s\renseigriements utiles pour I'utilisation des protecteurs thermiques dans les
Cette.norme n'est pas applicable aux protecteurs thermiques utilisés dans des conditions
extrémes, telles que des atmosphéres corrosives ou explosives.

Cette norme n'est pas applicable aux protecteurs thermiques destinés a étre utilisés en
courant alternatif avec une fréquence inférieure a 45 Hz ou supérieure a 62 Hz.

Py ez e
4 Re 1ICTTCIICeS 1OrITIdalives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
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CEI 60065:2001, Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues — Exigences de
sécurité
Amendement 1 (2005)

CEI 60085:2004, Isolation électrique — Classification thermique

CEIl 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides

CEl 60216-1:2001, Matériels isolants électriques — Propriétés d'endurance thermique\\=
Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai

CEl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais
Amendement 1 (2000)
Amendement 2 (2002)

s_(réseaux) a

Essai a la bille

CEIl 60695-10-3:2002, Essais relatifs
Essai de déformation par réduction des

Amendement 1 (2003)

CEl 60695-11-20,49
Méthodes d'ess

3 Définitions
Pour les besoins de la présente norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent.

3.1
distance d'isolement
distance la plus courte dans l'air entre deux parties conductrices

3.2

ligne de fuite

distance la plus courte le long de la surface d'une matiére isolante entre deux parties
conductrices
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3.3

température de maintien, T,

température maximale du protecteur thermique pour laquelle, dans des conditions
déterminées et pendant un temps spécifié, I'état de conductibilité ne changera pas

3.4

série homogéne (de protecteurs thermiques)

série de protecteurs thermiques, de dimensions hors-tout communes, dont chacun ne difféere
de l'autre que par des caractéristiques telles que, pour un essai donné, l'essai d'un ou d'un
nombre réduit de protecteurs thermiques déterminés de la série peut étre considéré comme
représentatif de tous les protecteurs thermiques de la série

3.5

courant de coupure, I,
valeur du courant que le protecteur thermique est capable de coupe
et suivant des caractéristiques spécifiées du circuit

ten assignée

3.6
température limite maximale, T,

température du protecteur thermique indiquée par le

3.8
matériel mobile
matériel qui est déplac

3.1
tension_assignée, U,
tension’qui sert a la classification du protecteur thermique

312

élément thermique

matériau métallique ou non métallique faisant partie du protecteur thermique et sensible a la
température par un changement d’état tel que solide a liquide a la température pour laquelle il

a eteé calibre

3.13

protecteur thermique

élément non réutilisable, incorporant un élément thermique, qui ouvrira un circuit une seule
fois lorsqu'il sera exposé, pendant une durée suffisamment longue, a une température
excédant celle pour laquelle il a été concgu
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